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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 8: Sectional specification —
Fixed surface mount resistors

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization,c
all ndtional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is\to
internptional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic
this epd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical. Sped
Technjical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to
Publidation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National~Committee

in thg subject dealt with may participate in this preparatory work. International, "governmental

governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparatien\IEC collaborat

pmprising
promote
fields. To
ifications,
as “IEC
nterested
and non-
bs closely

with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with’ conditions detefqmined by

agreement between the two organizations.

The fdrmal decisions or agreements of IEC on technical matters express, asnearly as possible, an int
consehsus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representatiof
interested IEC National Committees.

ublications have the form of recommendations for internatienal use and are accepted by IEQ
ittees in that sense. While all reasonable efforts are made.to ensure that the technical contq
tions is accurate, IEC cannot be held responsible for{the way in which they are used o
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National* Committees undertake to apply IEC Py
transparently to the maximum extent possible in their~national and regional publications. Any d
betwegn any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly in
the lafter.

IEC provides no marking procedure to indicate” its approval and cannot be rendered responsibl
equipment declared to be in conformity with-an IEC Publication.

All usgrs should ensure that they have the latest edition of this publication.

No liapility shall attach to IEC or its\directors, employees, servants or agents including individual eX
membiers of its technical committees)and IEC National Committees for any personal injury, property d
other [damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal
expenses arising out of the_publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any
Publidations.

Attentjon is drawn to the_Normative references cited in this publication. Use of the referenced publi
indispensable for the correct application of this publication.

Attentjon is drawndto the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the
paten{ rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Internatjopal-Standard IEC 60115-8 has been prepared by IEC technical commi
Capacitprstand resistors for electronic equipment.

brnational
from all

National
nt of IEC
r for any

blications
vergence
dicated in

e for any
perts and
amage or

ees) and
pther IEC

cations is

bubject of

tee 40:

This second edition cancels and replaces the first edition, published in 1989, and its
Amendment 1 (2000). This second edition constitutes a technical revision and includes test
conditions and requirements for lead-free soldering and assessment procedures meeting the
requirements of a “zero defect” approach.

The major technical changes with regard to the first edition are the following:

introduction of a product classification based on application requirements;
extension of the list of styles and dimensions;

use of an extended scope of stability class definitions;

extension of the lists of preferred values of ratings

inclusion of test conditions and requirements for lead-free soldering, for periodic overload

and for resistance to electrostatic discharge (ESD);
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— inclusion of a new set of severities for a shear test;

— inclusion of definitions for a test board;

— replacement of assessment level E and possible others by the sole assessment level EZ,
meeting the requirements of a “zero defect” approach;

— inclusion of an extended endurance test, a flammability test, a temperature rise test,
vibration tests, an extended rapid change of temperature test, and a single pulse high-
voltage overload test;

— inclusion of requirements applicable to 0 Q resistors (jumpers).

This bilingual version (2013-01) corresponds to the monolingual English version, published in

2009-01

The tex{

Full infd
voting in

The Fre
This pul

A list of]
electron

The cor
the mai
the datg

* reco
* with

of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
40/1933/FDIS 40/1970/RVD

dicated in the above table.
nch version of this standard has not been voted upon.
blication has been drafted in accordance with.the ISO/IEC Directives, Part 2.

all the parts of the IEC 60115 series, under the general title Fixed resistors fqg
ic equipment, can be found on the IEC<website.

nmittee has decided that the contents of this publication will remain unchand
ntenance result date indicated™on the IEC web site under "http://webstore.ig
related to the specific publication. At this date, the publication will be

nfirmed,
drawn,

* replaced by a revised edition, or

¢ ame

nded.

rmation on the voting for the approval of this standard can be found in the rg¢port on

ruse in

ed until
c.ch" in
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FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 8: Sectional specification —
Fixed surface mount resistors

1 General

11 S

cope

This pa

These 1

styles (different dimensions). They have metallized terminations and are _primarily intg

be mou

1.2 O

The obj
from IE
methodj

Test se
specific
are not

1.3 N

The foll
For datd
of the rdg

IEC 600

IEC 600

Amendn

IEC 600

esistors are typically described according to types (different geome€tric shap
hted directly on to a circuit board.

bject

bct of this standard is to prescribe preferred ratings and characteristics and t

C 60115-1, the appropriate quality assessment procedures, tests and mgq
5 and to give general performance requirements’for this type of resistor.

btion shall be of equal or higher performafce level, because lower performang
bermitted.

ormative references

bwing referenced documents. are indispensable for the application of this do
d references, only the edition cited applies. For undated references, the lates
ferenced document (ineluding any amendments) applies.

62:2004, Marking codes for resistors and capacitors

68-1:1988,.‘Ehvironmental testing — Part 1: General and guidance
nent 1(1992)

68-2-58:2004, Environmental testing — Part 2-58: Tests — Test Td: Test met

soldera

rt of IEC 60115 is applicable to fixed surface mount resistors for use in ellectronic
equipment.

es) and
nded to

o select
asuring

erities and requirements prescribed in detail specifications referring to this sectional

e levels

cument.
edition

hods for

surface

Dility, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of

mounting devices (SMD)
IEC 60115-1:2008, Fixed resistors for use in electronic equipment — Part 1:
specification

Generic

IEC 61193-2:2007, Quality assessment systems — Part 2: Selection and use of sampling plans
for inspection of electronic components and packages

IEC 61340-3-1, Electrostatics — Part 3-1: Methods for simulation of electrostatic effects —
Human body model (HBM) electrostatic discharge test waveforms

IEC 61760-1:2006, Surface mounting technology - Part 1: Standard method
specification of surface mounting components (SMDs)

for the
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1.4 Information to be specified in a detail specification

Detail specifications shall be derived from the relevant blank detail specification.

Detail specifications shall not specify requirements inferior to those of the
specification, sectional specification or blank detail specification. When severer requirements
are included, they shall be listed in a subclause of the detail specification and indicated in the
test schedules, for example by a note.

generic

The following information shall be given in each detail specification and the values quoted
shall preferably be selected from those given in the appropriate clause of this sectional
specification.

1.4.1

There s
of the rd

1.4.2

See 2.1

Dimens
shall be

1.4.3

See 2.1

1.4.4

See 2.1

1.4.5

See 2.2

NOTE W
statemen{
and temyp
www.iecq

1.4.6

Outline drawing

hall be an illustration of the resistor as an aid to easy recognition and for con
sistor with others.

Style and dimensions

1.

ons and their associated tolerances, which affect interchangeability and m
given in the detail specification.

Climatic category

2.

Limits of resistance change after,testing

4.

Resistance range

1.

hen products approved according to the detail specification have different ranges, the
should be added: “The range of values available in each style, together with the associated
erature cogfficient, is given in the register of approvals, available for example on thdg
org”.

Tolerances on nominal resistance

parison

punting,

following
tolerance
website

See 2.2

1.4.7

See 2.1

1.4.8
See 2.2

2.

Temperature coefficient of resistance

3.

Rated dissipation

3.

The mounting conditions are as described in 2.4.2.

The detail specification shall state the maximum dissipation at temperatures other than 70 °C,
for example the derating, either in a diagram or in the form of a statement. All break points

shall be

verified by test.
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1.4.9 Limiting element voltage

See 2.2.4.

1.4.10 Insulation voltage

This information is required only for insulated resistors.
See 2.2.6 and the definition in IEC 60115-1, 2.2.10

For small size resistors where the dimensions of the test jig given in IEC 60115-1, 4.6 are not
adequate, they shall be specified in the detail specification.

1.4.11 _Insulation resistance

This inf<eration is required only for insulated resistors.
See 2.2|5.

For sm3ll size resistors where the dimensions of the test jig given in IEC 60115-1, 4.6 are not
adequale, they shall be specified in the detail specification.

1.4.12 | Marking

Surface| mount resistors are generally not marked on the body.tlowever, if some marking is
applied [to the body, the resistor shall be marked with the resistance according to IEQ 60062,
Clause |3 and as many of the remaining items listed in/IEC 60115-1, 2.4. All the fequired
information shall be marked on the packaging.

1.4.13 | Ordering information

The detgil specification shall specify that the follewing information is required when ordering
resistors:

The number of the detail specification and-\style reference.

Resistance, tolerance on resistancé.and temperature coefficient of resistance accofding to
IEC 60062.

1.4.14 | Mounting

The defail specification,“shall give guidance on methods of mounting for normal use,
preferably based on. the specification of assembly process conditions of IEC §1760-1,
Clause b. Mounting: for test and measurement purposes (when required) shal|l be in
accordance with 2.4.2 of this specification and IEC 60115-1, 4.31.

equired to
s and notes

The det
be verified-L o inspection 2)such as circt
needed for the clarification of the detail specification.

1.5 Product classification

The introduction of a product classification permits the user to select performance
requirements according to the conditions of the intended end-use application.

Two general end product levels have been established to reflect characteristic differences in
functional, performance and reliability requirements and to permit the use of suitable
inspection and test schedules. It should be recognized that there may be overlaps of
applications between the levels.

Level G — General electronic equipment, typically operated under benign or moderate
environmental conditions, where the major requirement is function. Examples for level G
include consumer products and telecommunication user terminals.
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Level P — High-performance electronic equipment, where one or more of the following criteria
applies:

— uninterrupted performance is desired or mandatory;

— operation in harsh environmental conditions;

— extended lifetime.

Examples for level P include professional equipment, telecommunication transmission

systems, industrial control and measurement systems and most automotive applications
operated outside the passenger compartment.

Level P_is the suitable basis for detail specifications aiming for the approval of components
with estpblished reliability.

Each leyel shall be used in individual detail specifications.

2 Preferred characteristics, ratings and test severities

2.1 Plreferred characteristics

The vallies given in detail specifications shall preferably be selected from the followind.

211 Style and dimensions

The preferred styles and dimensions are given in Table 1a and Table 1b.

Table 1a — Preferred styles for-rectangular (RR) resistors

Style Dimensions

Mgtric Imperial * Lerrlr?r;t]h L Wig]t:] w He:r?!:]t T
RR()603M RR0201 0,6 + 0,03 0,3 +0,03 0,23 4 0,03
RR1005M RR0402 1,0 £ 0,05 0,5+ 0,05 0,35 4 0,05
RR1608M RR0603 1,6 £ 0,1 0,8 +0,1 0,45 0,1
RR2?012M RR0805 2,0+0,1 1,25+ 0,15 05 8113
RR3$216M RR1206 3,2+0,2 1,6 + 0,15 0,55 ¢ 0,1
RR3$225M RR1210 3,2+0,2 2,5+0,2 0,55 ¢ 0,1
RR3245M RR1218 3,2+0,2 4,6 £0,2 0,55 0,1
RR4532M RR1812 46+02 32+02 0554 0,1
RR5025M RR2010 5,0+0,2 25+0,2 0,55+0,2
RR6332M RR2512 6,3+0,2 3,2+0,2 0,55+0,2

NOTE Figure 1 shows the shape and dimensions of rectangular resistors.

a

Historical style codes, for information only.
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IEC 2353/08

Figure 1 — Shape and dimensions of rectangular (RR) resistors

Table 1b — Preferred styles for cylindrical (RC) resistors

Style Dimensions
Metric Length L Diameter D
mm mm
RC1610M 0,10 0,15
1,6 to,os 1,0 t0,05
RC2012M + 0,2
2,0+0,1 1,25 to,1
RC2211M o 0
2,2 53 1.1 010
RC3514M° 35+ 0,2 1,4 +0,2
RC5922M ° 59+0,2 2,2+0,2

NOTE F|gure 2 shows the shape and dimensions f-cylindrical resistors.

a

Compprable to historical style: RC3715M (L\= 3,7 7, mm; D= 1,50 mm).

®  Comphrable to historical style: RC6123M (L = 6,1 _og MM; D = 2,370% mm).

A
~
Y

IEC 2354/08
Figure 2 — Shape and dimensions of cylindrical (RC) resistors

When the component style is other than described above, for example for surface mount
wirewound resistors, the detail specification shall state such dimensional information as will
adequately describe the resistor.



https://iecnorm.com/api/?name=ba5bb69cc1cbfdffcd9cacf93d0f9fe5

60115-8 © IEC:2009 -1 -

2.1.2 Preferred climatic categories

The surface mount resistors covered by this specification are classified into climatic
categories according to the general rules given in IEC 60068-1 its Amendment 1, Annex A.

The lower and upper category temperature and the duration of the damp heat, steady state
test shall be chosen from the following:

Lower category temperature (LCT) -55 °C; -40 °C; —25 °C and —-10 °C.

Upper category temperature (UCT) +85 °C; +100 °C; +125 °C; +155 °C;
+175 °C and +200 °C.

Duration of damp heat, steady state test: 10, 21 and 56 days.

The seVerities for the cold and dry heat tests are the lower and upper category tempégratures
respectively.

NOTE The climatic performance of assembled resistors is greatly influenced by, the’ circuit board, the |assembly
method and a final coating.

21.3 Variation of resistance with temperature

The preferred limits of change in resistance for the variation of resistance with temperature
test are|given in Table 2.

Table 2 — Permitted change of resistance

Kimit of resistance change
Tempe- %
rature Lower category temperature / Reference Reference temperature / Upper category tempkrature °
coefficienf temperature °c
°C
o wn wn wn [=]
© ° < < < < v N I ~ 1<)
x [g| ¥ ¥ 3 ¥ ¥ b 5 ¥ B
~ ° ~ ~ ~ ~ ~ -~ -~ -~ -~
L |8 8 g 8 2 § 8 3 g g
=4 + + + +
+1000 |[W | 7,50 +6,00 +4,50 +3,00 +6,50 +10,5 +13,5 +15,5 +18,0
+500 ||V +8;75 +3,00 +2,25 +1,50 +3,25 +5,25 +6,75 +7,75 9,00
+250 ||U +1,88 +1,50 +1,13 +0,75 +1,63 +2,63 +3,38 +3,88 H4,50
+100 | S 10,75 10,60 10,45 10,30 10,65 +1,05 11,35 11,55 +1,80
+50 | R | +0,375 +0,300 +0,225 +0,150 +0,325 +0,525 +0,675 +0,775 +0,900
+25 | Q | +0,188 +0,150 +0,113 +0,075 +0,163 +0,263 +0,338 +0,388 +0,450
+15 | P +0,113 +0,090 +0,068 +0,045 +0,098 +0,158 +0,203 +0,233 +0,270
+10 | N +0,075 +0,060 +0,045 +0,030 +0,065 +0,105 +0,135 +0,155 +0,180
+5 | M | 0,038 +0,030 +0,023 +0,015 +0,033 +0,053 +0,068 +0,078 +0,090
2 | L +0,015 +0,012 +0,009 +0,006 +0,013 +0,021 +0,027 +0,031 +0,036
+ | K +0,008 +0,006 +0,005 +0,003 +0,007 +0,011 +0,014 +0,016 +0,018

@ Abbreviation: e.g. +50 = 0 + 50 x 1076/K.
If additional temperature coefficients are required, these shall be specified in the detail specification.
® Code letters according to IEC 60062, 5.5.
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Each line in the table gives the preferred temperature coefficient and limits of change in
resistance for the measurement of the variation of resistance with temperature (see
IEC 60115-1, 4.8) on the basis of category temperature ranges of 2.1.2 of this specification.

21.4 Limits for change in resistance

Tables 3a and 3b list preferred limits for resistance change for all tests listed in the heading.

To classify the performance of resistors, they will be assigned to stability classes as listed in
Table 3a and Table 3b below.

Table 3a — Limits for change of resistance

LCong term tests Short term|tests
Stability| | IEC 60115-1°, IEC 60115-17, IEC 60115-15,
|
code | [ 423 climatic 4.251 Endurance at 70 °C, 4.13_Short tefm
sequence overload ”
4.24 Damp heat, 418 Resistarlce to
steady state soldering heat
4.25.3 Endurance at 419 Rapid change of
upper category temperature,
temperature 5 cycles
421 Shock °
- . d
1000 h Extended, 8 000 h ¢ 4.22 V'bfatml
4.33 Substra
bending|test
5 +(5% R+0,1Q) +#5 % R+0,1Q) +(10% R+0,1Q) +(1 % R+ 0,05 )
2 2% R+0,1Q) 2% R+0,1Q) +#5% R+0,1Q) +(0,5 % R+ 0,09 Q)
1 +(1 % R+ 0,05 Q) +(1 % R + 0,05 Q) +2 % R+ 0,05 Q) +(0,25% R+ 0,05 Q)
0,5 +(0,5% R+ 0,05 Q) (0,5 % R +.0,05 Q) +(1 % R+ 0,05 Q) +(0,1 % R+ 0,01 Q)
0,25 +(0,25 % R+ 0,05 Q) (0,25 %R + 0,05 Q) +(0,5 % R+ 0,05 Q) +(0,05 % R+ 0,01 Q)
0,1 +(0,1 % R+ 0,02 Q) +0:1% R+ 0,02 Q) (0,25 % R+ 0,02 Q) +(0,05% R+ 0,01 Q)
0,05 +(0,05 % R+ 0,01 Q) +(0,05 % R+ 0,01 Q) (0,1 % R+ 0,01 Q) +(0,025 % R +({,01 Q)
0,025 +(0,025 % R + 0,01 ) (0,025 % R+ 0,01 Q) (0,05 % R+ 0,01 Q) +(0,01 % R+ 0,01 Q)
2 |IEC 6p115-1.
b Testip mandatory only.for resistors categorized as level G.
° Test ip only applicaplé*to other styles than RR or RC.
4 Test if mandatory.anly for resistors categorized as level P.
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Table 3b — Limits for change of resistance

Stability IEC 60115-1°, IEC 60115-1°, IEC 60115-1°, IEC 60115-1°,
|
o 4.19 Rapid change 4.27 Single pulse 4.38  Electrostatic 439 Periodic
of temperature, high-voltage discharge b electric overload
>100 cycles °© overload test © ©
5
5 +(1% R+0,05Q) +(1% R +0,050Q) (1% R + 0,05 Q) +2 % R +0,05Q)
1
+(0,5% R+ 0,05 Q)
0,5
0,25
o1 +(0,5% R+ 0,05Q) +(0,5% R+ 0,05Q) +(1% R+ 0,05 §2)
’ +(0,25 % R + 0,05 Q)
0,05
0,025
2 |IEC 6Pp115-1.
Human body model (HBM) according to IEC 61340-3-1, using 3 positive and 3 negative discharges for

resist
¢ Testi

rs categorized as level P, or 1 positive and 1 negative discharge for resistors-categorized as le
E mandatory only for resistors categorized as level P.

el G.

22 P
2.21

See |IEC

2.2.2

The pre

+10 %;
0/-30 %

NOTE A

223

The pre¢ferred wvalues of rated dissipation P,y for mounted resistors at 70 °C

tempers

referred values of ratings
Resistance

60115-1, 2.3.2.

Tolerances on resistance

ferred tolerances on resistance-are:

5 %; £2 %; 1 %; =£055%; =£0,25 %; =£0,1 %; =0,05 %; 0,02 %; 4
0/-20 % and 0/-10 %.

symmetric tolerances (e.g» 0/-20 %) are intended to be used for laser trimmable resistors.

Rated dissipation P,

ture are.

0,016 W

0,01 %;

ambient

;°0y032 W; 0,05 W; 0,063 W; 0,1 W; 0,125 W; 0,25 W; 0,33 W; 0,4 W; 0,5 W;

0,75 W;

1TW;2Wand 3W.

The detail specification shall specify the conditions under which the rated dissipation applies.
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Figure 3 shows an example of a derating curve that may be used to provide derating
information.

100

Area of recommended
operation

All brea

2.2.4

The pr
12,5 V;

2.2.5

For insy

heat tedts and not less than 100 MQ after climatic tests.

2.2.6

For insy
75 V; 1(

2.3 P
2.3.1
See |IEC

Pdrcentage of the rated
dissipation

0 \
70 °C

Lower category Upper category
temperature temperature

|EC" 2355/08
Figure 3 — Derating curve
K points on the curve shall be verified by test.

Limiting element voltage U,

eferred values of limiting element voltage U,,,, d.c. or a.c. (r.m.s
15 V; 25V; 50 V; 75V; 100 V; 150 V; 200 W¥-300 V and 500 V.

Insulation resistance

lated resistors, the insulation resistance R;,s shall be not less than 1 GQ ¢

Insulation voltage

lated resistors, the ‘preferred values of insulation voltage U, d.c. or a.c. (pe
0 V; 200 V; 300 Vyand 500 V.

referred test\severities
Short\time overload

60115-1, 4.13, with the following details:

.) are:

fter dry

ak) are:

Applied

voltage: The detail specification shall state the applied voltage. Preferred

values are

U=25-U, (1)
or

U=2-Unpy (2)
whichever is the less severe,
where

U, is the rated voltage

Unax is the limiting element voltage.

Duration: The detail specification shall state the load duration.

Preferred values are 0,5 s; 1s;2s;5s and 10 s.
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Mountin

2.3.2

This time shall be fixed in such a way, that the maximum element

temperature is at least 30 K above the upper category temperature.

g: See 2.4.2. The distance between individual surface mount resistors
shall not be less than the largest surface mount resistor dimension.
The test board shall be mounted horizontally and shall be in free air at
an ambient temperature between 15 °C and 35 °C.

Solderability

See IEC 60115-1, 4.17, with the following details:

The sol
the rele
155 °C

to stand

The sol
SnPb s
specific

Soldera
solder b

Solder 4
Bath ter
Immersi

Lead-frdg
process

Herability test shall be preceded by accelerated ageing. Unless otherwise-spe

ry heat) shall be used. After the accelerated ageing, the specimen shall be si
ard atmospheric conditions for testing for not less than 2 h and not'more than

Herable termination surface of the resistors shall be compatible with both, tr
blder and lead-free solder, unless otherwise explicitly sftated in the releva
ption. Therefore solderability testing is required for both«s¢ldering processes.

bility with traditional SnPb solder shall be tested _aecording to IEC 60068-2-5
ath method with the following severity

lloy: Sn60Pb40 or Sn63Pb37
nperature: (235 +5) °C
on time: (2£0,2)s

e solder alloys are grouped in IEC 60068-2-58, Clause 4 according to thei
temperature. The mgst popular solder alloys SnAg, SnAgCu and SnA

contained in group 3, medium-high temperature. Solderability with lead-free solder

tested
represe

Solder 4

Bath ter

according to IE€60068-2-58, 8.1.1, solder bath method with the fi
ntative severity far)group 3:

lloy: Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5

nperature: (245 £ 5) °C

cified in

vant detail specification, Ageing 3a as prescribed in IEC 60068-2-20, 41,1 (i.¢. 4 h at

bjected
D4 h.

ditional
t detail

8, 8.2.1,

typical
gBi are
shall be
bllowing

Immersi

2.3.3

PR H
T U

L
mre. \

Resistance to soldering heat

See IEC 60115-1, 4.18, with the following details:

Resistors shall be capable to withstand the full variety of soldering processes described in

IEC 617

60-1, unless explicitly stated otherwise in the relevant detail specification:

e SnPb vapour phase reflow soldering;

e Lead-free vapour phase reflow soldering;

e SnPb infrared or forced gas convection reflow soldering;

e Lead-free infrared or forced gas convection reflow soldering;

e SnPb double wave soldering;
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e Lead-free double wave soldering.

Resistance to soldering heat for the combination of all soldering methods shall be tested with
the worst case condition from IEC 60068-2-58, 8.2.1 and IEC 60068-2-58, 8.1.1:

Test method:
Solder alloy:

Bath temperature:

Solder bath method
any alloy SnPb or SnCu or SnAgCu or SnAg

(260 % 5) °C

Immersien-tme:

Test cygles:

For resjstors, where the relevant detail specification explicitly excludesy wave sd

(40 4
\Tv L1)o

1

resistance to soldering heat may be tested with the worst case reflow conditi
IEC 60068-2-58, 8.2.4 and IEC 61760-1, Clause 6.

Test mgthod:
Vapour temperature:

Immersion time:

Test cygles:

Vapour phase soldering
(230 £ 5) °C
40+ 1)s

3, the recovery period between two successive cycles shall be
the time it takes until the'specimen drops below 50 °C.

Idering,
bn  from

at least

For resistors, where the relevant detail-specification explicitly excludes wave soldeling and
vapour phase reflow soldering, resistan¢e to soldering heat may be tested with the wo

rst case

non-vapour phase reflow condition ffom IEC 60068-2-58, 8.2.4 and IEC 60068-2-58, 8{1.2.2.
Test mgthod: Infrared*and forced gas convection soldering
Preheatjng: 150 °C to 180 °C
for (120 £ 5) s
Peak temperature; (255 £ 5) °C
Dwell tirlne: (40 £ 1) s above 245 °C
(Rﬂ to on) s ahove 220 °C
Test cycles: 3, the recovery period between two successive cycles shall be at least

the time it takes until the specimen drops below 50 °C.

2.3.4 Shear (adhesion) test

See IEC 60115-1, 4.32.2 b), with the following details:

Unless otherwise specified in the relevant detail specification, a force as given in Table 4
shall be applied to the surface mount resistor body.
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Table 4 — Shear test force

Style Force @
Rectangular Cylindrical N
RR0603M — 2
RR1005M — 3
RR1608M RC1610M 5
RC2012M
RR2012M RC2211M 9
RR3216M
RR3225M RC3514M 25
RR3245M
RR4532M _ 45
RR5025M
RR6332M
— RC5922M 90
NOTE The specified forces exceed the result of an acceleratien of
981 m/s? (100 g), for example a shock or a bump, based on the
typical mass of resistors of the respective style.
a A relative tolerance of 0/+10 % applies to the prescribed shear
test forces.

2.3.5 Periodic pulse overload test

See IEQ 60115-1, 4.39, with the following details;

Pulse voltage:

Pulse dtration:

Mountinjg:

The preferred pulse;voltage is

U =15-Py\: R, (3)
but no more than
U = 2'Umax (4)

where
P79  is the rated dissipation
R, is the resistance
Unax is the limiting element voltage.

1000 cycles, 0,1 son/ 2,5 s off.

See 2.4.2. The distance between individual surface mount resi
shall not be less than the largest surface mount resistor dimen

stors
sion.

The test board shall be mounted horizontally and shall be in free air at

an ambient temperature between 15 °C and 35 °C

2.3.6 Resistance to electrostatic discharge (ESD)

IEC 60115-1, 4.38 with the following details:

Discharge count:

Applied voltage:

Three discharges of positive and three discharges of negative polarity
shall be applied. Change of polarity may be performed by swapping the

terminations of the resistor.

Preferred values are 300 V; 500 V; 800 V; 1000V; 1500V; 2000V,

3000V and 4 000 V

Classification into HBM ESD sensitivity classes shall not be applied.
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Component solvent resistance

See IEC 60115-1, 4.29, with the following detail:

Solvent

2.3.8

temperature: (23 + 5) °C (preferred value), or (50% ) °C.

Solvent resistance of marking

See |IEC 60115-1, 4.30, with the following detail:

Solvent

temperature: (23 + 5) °C (preferred value), or (50%) °C.

24 P
241

Procedd

2.4.2

Surface
Figure 4

The tes
conduct
smaller,
specific
dimensi

No metd

reparation of specimen
Drying
re | of IEC 60115-1, 4.3 shall be used.

Mounting of components

mount resistors shall be mounted on a test board withva basic layout as s
or Figure 6.

pors made of copper with a nominal thickness of 35 um. For styles RR100
alternative substrate thickness (0,8 + 0,1)%m is permissible. If necessary, th
btion may provide a different material specification and basic layout, includin
bns.

except a single straight 0,3 mm condug¢ior for every Kelvin connection.

hown in

boards shall be an epoxide woven glass type with a thickness of (1,6 + 0,1) nim, with

5M and
e detail
y layout

| area is permitted on the bottom\side and on any inner layer under the defing¢d area,
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Key

NOTE 1
NOTE 2

Key

B

—-19 —

i n 3 2 1F M
€
€
o]
N
A
G NT T L N N NI
Y [y [y D
£
1S
&
A
Defined area
X P C
-1 —
IEC 2356/08

solderable area

soldérable area

hon solderable area, conductor covered with soldénresist

For dimensions refer to Table 5.

Kelvin (4'point) connections

IEC 2357/08

hoh’solderable area, conductor covered with solder resist

For specimen with a nominal resistance value lower than 100 mQ, the sense line should be atta
the solderable area as shown in Figure 5.

Figure 4 — Basic layout for mechanical, environmental and electrical tests

thed to

Figure 5 — Attachment of the sense line for Kelvin (4 point) connections

for specimen with nominal resistance lower than 100 mQ
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Table 5 — Soldering pad dimensions

Styl e m):n mYm me mcm me um m
RR0603M under preparation
RR1005M 0,7 0,6 0,5 0,3 0,15 5,0
RR1608M 1,0 1,1 0,6 0,5 0,2 5,0
RR2012M, RC2211M 1,5 1,3 0,6 2,0 0,2 5,0
RR3216M, RC3514M 2,0 1,6 1,5 2,0 0,2 5,0
RR3225M 2,9 1,6 1,5 2,0 0,2 10,0 M=P
RR3245M 5,0 1,6 1,5 5,0 0,2 10,0
RR4532M 3,6 1,8 2,3 5,0 0,2 1000
RR5025M, RC5922M 2,9 1,8 2,7 5,0 0,2 1010
RR6332M 3,6 1,8 3,8 5,0 0,2 10,0
NOTE Tplerance on dimensions: +0,1 mm for styles larger than RR1608M,

+0,05 mm for styles RR1608M and smaller.

Test bogards according to Figure 6 may be used for tests for a stability class above 0,1, when
the nonjinal resistance value is 100 Q or higher, or for tests(not requiring a measurgment of

the resistance value.

M

[ %
A
£
1S
g .
A
]_l L. B R N NN NN NN N D D I_I
4 [1 1 [l
£
. E ‘
& 3
A
Defined area
X P C
u IEC 2358/08

Key

[J solderable area
[ non solderable area, conductor covered with solder resist

NOTE For dimensions refer to Table 5.

Figure 6 — Basic layout for mechanical, environmental and electrical tests
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3 Quality assessment procedures

3 G

eneral

See |[EC 60115-1, Annex Q.

3.2 D

3.21

efinitions

Primary stage of manufacture

For fixed surface mount resistors, the primary stage of manufacture is

—  forf

lm racictare: Tha danosition of tha racictiva fillm an tha ciihotrata:
He-St5to+-o—re—aep o Sto—e—trte—+e Sttt e o H—tHe-—SupStrate

— for wirewound resistors: The winding of the resistance wire or ribbon on the formet

— for metal foil resistors: The fixing of the resistive foil on the substrate.

3.2.2

Fixed suyrface mount (SMD) resistors are accepted as being structurally similar

a) whep they are manufactured at one or several manufacturing site's

Whs
man

b) whe
Insp
man

c) whe
d) whe
e) whe

Resisto
requirern
final me

Structun
failure r

Structurally similar components

rocedures and

- ﬁsing the same specified raw-materials, manufacturing- and quality ingpection

nder the same leading manufacturing site’s responsibility for product and qual
n there are several manufacturing sites, thecmanufacturer shall nominate the
ufacturing site and the associated Designated Management Representative (D

h all manufacturing sites are supervised by the same National Sup
ectorate (NSI) 1). Preferably it should:be the NSI of that country in which the
ufacturing site is located,

h they have the same stability.class and climatic category,
h they are different in dimegnsions only and
h they have similar terminal types.

s which differ only\in ¢) may be considered as structurally similar if the
nents of the stability class and/or the climatic category are judged separatel
asurements.

ally simitar components may only be used for the evaluation and determinat
hte.

—

ity.

leading
MR).

ervising
leading

Hifferent
y in the

on of a

3.2.3

Assessment level EZ

Assessment level EZ meets the requirements of a zero defect approach. It has been
introduced to align the assessment procedures and levels with current industry practices by
prescribing the permitted number of nonconforming items (acceptance number) ¢ as zero.

Therefore the sample size for lot-by-lot testing is determined by IEC 61193-2, Table 2.

Assessment level EZ shall be applied for the quality assessment of fixed surface mount
resistors in a detail specification referring to this sectional specification.

33 F

ormation of inspection lots

An inspection lot shall consist of resistors of the same style.

1) The term Certification Body (CB) replaces the term National Supervising Inspectorate (NSI), see IECQ 01.
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Where a range of resistors is to be qualified, the distribution of resistance values within the
sample shall be as follows:

— 1/3 with the lowest resistance within that range;

— 1/3 with the critical resistance;

— 1/3 with the highest resistance within that range.

The range to be qualified may or may not be the complete range covered by the detail
specification. In the case where the critical resistance is outside of the range to be qualified,
resistors having a value in the middle of the range (near the geometric mean between lowest

and highest resistance, for example 1 kQ for a range of 1 Q through 1 MQ) shall be used for
substitution.

When erprovaI is being sought for more than one temperature coefficient of resistahce, the
sample ghall contain a specimen representative of the different temperature coefficients. In
general| a lower temperature coefficient is considered representative of, any| higher
temperdture coefficient. In a similar manner the sample shall contain ja proportion of
specimgns of the different resistances having the closest tolerance for‘which approval is
being spught. The proportion of specimens having the different characteristics is sybject to
the appfoval of the National Supervising InspectorateZ.

When required for a periodic inspection, an inspection lot should, be representative ¢f those
extremgs of the resistance range produced during the period. Styles having the same [hominal
dimensipns but different temperature characteristics of resistance produced during th¢ period
may bg aggregated, except for the purposes of subgroups which contain a fest for
temperdture characteristics of resistance.

The low and high extreme values, or any critical>values of the ranges of resistapce and
temperdture characteristics of resistance for which qualification approval has been |granted
shall be|inspected during a period which is approved by National Supervising Inspectorate.

Low values shall be within 100 % and 200’% of the current lowest approved resistance (or
lowest Jalue manufactured within the approval range).

Critical yalues shall be within 80-%-and 100 % of the calculated value.

High values shall be withint70 % and 100 % of the current highest approved resistance (or
highest value produced within the approval range).

The spgcimens shatlbe collected over the last 13 weeks of the inspection period.

3.4 Qualification approval

3.4.1 Qualification approval on the basis of the fixed sample size procedure

The procedures for qualification approval testing are given in IEC 60115-1, Clause Q.5. The
fixed sample size procedure is described in IEC 60115-1, Q.5.3 b).

The sample shall be established according to 3.3. The required total sample size is the sum of
all sample sizes in the qualification approval test schedule of Table 6 identified as destructive.
Spare specimens are permitted as follows:

One per resistance and one per each temperature coefficient which may be used to
replace specimens which are defective because of incidents not attributable to the
manufacturer.

2 The term Certification Body (CB) replaces the term National Supervising Inspectorate (NSI), see IECQ 01.
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When additional groups with destructive tests are introduced into the qualification approval
test schedule, the total sample size shall be increased by the same number as that required
for the additional groups.

The test schedule for the qualification approval of resistors categorized as level G or P is

given in

Table 6. The tests of each group shall be carried out in the given order.

The whole sample less the specimens required for group 4 shall be subjected to the tests of
group 1 and group 2 and then divided for the other groups. Specimens found nonconforming
during the tests of group 1 or group 2 shall not be used for the other groups.

One no
tests of

nconforming is counted when a resistor has not satisfied the whole or a part of the

a group.

The approval is granted when the number of nonconforming does not exceed|the

number
permiss

of permissible nonconforming for each group or subgroup and the(otal nu
ble nonconforming.

NOTE |Irl Table 6 the fixed sample size test schedule is given. It includes details~-0f sampling and p

nonconfo

ming specimen for different tests or groups of tests and gives, together-with” the details of test

in IEC 6(J115-1, Clause 4 and Clause 2 of this specification, a complete’,summary of test condi
performance requirements.

It is indidated in Table 6 where tests are applicable only to specific sstyles or to specific product cla

levels. Thi

It is also

e respective detail specifications have to make the appropriatedselection.

indicated in Table 6 where, for the test methods, test conditions and/or performance requirs

choice hak to be made in the detail specification.

The conditions of test and the performance requirements/for the fixed sample size test schedule hg
identical fo those prescribed in the detail specification forguality conformance inspection.

3.4.2

Qualification approval on the basis of lot-by-lot and periodic testing

The projcedures for qualification approval testing are given in IEC 60115-1, Clause Q
procedure for testing on the -basis of lot-by-lot and periodic testing is desct

IEC 601

15-1, Q.5.3 a).

The schedule to be used‘ for qualification approval on the basis of lot-by-lot and

testing i

s given in 3.5 of this specification.

3.5 Quality conformance inspection

The scheduléfor the lot-by-lot and periodic tests for quality conformance inspe

resistor
shall be

5 categorized as level G or P are given in Tables 7a and 7b. The tests of eadg

pecified
ber of

brmissible
contained
ions and

psification

bments, a

ve to be

D.5. The
ibed in

periodic

ction of
h group

carfied out in the given order.

For mounted specimen, any specimen found defective after mounting shall not be taken into
account when calculating the permissible nonconforming items for the succeeding test. They

shall be

36 T

replaced by spare specimen.

echnology approval procedures

The provisions of IEC 60115-1, Clause Q.14 shall apply.

The test schedules of Table 6, Table 7a and Table 7b shall be used.

3.7 Delayed delivery

The provisions of IEC 60115-1, Clause Q.10 shall apply, except that the inspection level shall
be reduced to S-2.
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Table 6 — Test schedule for qualification approval

D b
Test? Conditions of test or n® c’ Performancea
ND requirements
Group 1
4.5 ND 0
Resistance Asin 4.5.2
Group 2
441 Marking, if applicable ND 0
Visual examination Asin4.4.1
442 An appropriate tool shall (20 of the As specified in.thg
Dimensions (gauging) be used sample) detail specificatioh
Group 3
4.6 See IEC 60115-1%,4.6.1.4 | ND 50 0
Insulatior| resistance or 4.6.1.5, as applicable R>...GQ
4.7 See IEC 60115-1%,4.6.1.4
Voltage proof or 4.6.1.5, as applicable
Voltage: U=1,42- U,
Duration: 1 min Asin4.7.3
413 Mounting: see 2.4.2 or D [ (20 ofthe
Short tim¢ overload unmounted sample)
(applicable only to resistors | See 2.3.1
categorized as Level G) Voltage: ...
Style Duration
Visual examination Asin4.13.3
Resistance As specified in the
detail specificatiop
Group 4
D 40 0
4.17 See 2.3.2 (half of
Solderabflity © ) . the
with SnPb solder Ageing 4 h at 155 °C, dry sample)
heat;
SnPb solder; Solder bath
method, 235 °C, 2 s
Visual examination Asin4.17.3,
>95 % of the surface shall
be covered with new solder
4.17 See 2.3.2 (the
Solderability . o other half
with lead-free solder ® ' ﬁgetl_ng 4hat155°C, dry of the
eat, sample)
SnAgCu solder; Solder
bath method, 245 °C, 3 s
Visual examination Asin 4.17.3,
>95 % of the surface shall
be covered with new solder
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Table 6 (continued)

D b
Test? Conditions of test or n® c’ Perf_ormancea
requirements
ND
Group 5
4.8 Mounting: see 2.4.2 or D 20 0
Variation of resistance with | unmounted
temperature
Sequence of
measurements:
20°C/LCT/20°C/UCT/ As specified in the
AV ) aelall speciicalon
Group 6
D 20 0
4.33 Mounting: see 2.4.2 (half of EleCtrical continulty, no
Substratg bending test Debth of bend the open circuit wher| the
e{? orbend... mm, sample) board is in the bent
-+ IMes position after ... Bendings.
Visual examination Asin 4.33.4
Resistance As specified in the
detail specificatioh
4.19 Mounting: see 2.4.2 (the
Rapid chxnge of 5 cycles other half
temperatiire a _ of the
T,=LCT, T, =UCT sample)
Visual examination Asin 4.19.3
Resistance As specified in the
detail specificatioh
4.21 Acceleration: ...
Shock Pulse duration; ..*

(applicable only to other
styles than RR or RC)

Waveform: Kalf sine
Severity ™ .»successive
shocks tobe applied in
eachof the three directions
(total ... shocks)

Visual examination

Resistance

Asin4.21.5

As specified in th
detail specificatio

w

=}

4.32 Mounting: see 2.4.2
Shear test See 234
(applicableonty to

styles RR and RC) Style Force

Visual examination

Asin4.32.3
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Table 6 (continued)
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D b
Test? Conditions of test or n® c’ Perf_ormancea
requirements
ND
Group 6
(continued)
4.23 Mounting: see 2.4.2 (all of the
Climatic sequence sample)
- Dry heat 16 h at UCT
- Damp h af’ r\yr\lin 1 P\J/nln at +55 °C
first cycle
- Cold 2hatLCT
- Low air pressure 1h/...kPa;
+15to0 +35 °C
- Damp hgat, cyclic ... cycles at +55 °C
emaining cycles
- d.c. loag Voltage: U =4/Ps-R, or
U = Upax » Whichever is
the less severe; 1 min
- Final mgasurements Visual examination Asin 4.23.8
Resistance As specified in the
detail specificatioh
Group 7
4.251 Mounting: see 2.4.2 D 20 0
Endurande at 70 °C
Voltage:
U = P70 . Rn Or,
U = Uppax.- Whichever is
the less(severe;
1,5hon /0,5 h off
Duration: 1 000 h
Visual examination Asin4.251.7
Resistance As specified in thg
detail specificatioh
4.25.1.8 Duration extended to
Extended enddrance 8000 h
at70°C Examination at 4 000 h
(applicable only to resistors | (for information only)
categorized as Level P) Resistance As specified in the
detail specification
Group 8
4.24 Mounting: see 2.4.2 D 20 0
Damp heat, steady state
P y Temperature: (40 = 2) °C
Rel. humidity: (93 + 3) %
Duration: ...
Visual examination Asin 4.24.4
Resistance As specified in the
detail specification
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Table 6 (continued)

D b
Test? Conditions of test or n® c’ Perf_ormancea
ND requirements
Group 9
4.18 See 2.3.3 D 20 0
Resistance to soldering R
heat " 10 s at 260 °C
Visual examination Asin 4.18.4
Resistance As specified in the
detail specificafioh
4.35 Needle flame test (5 of the
Flammability Duration of application (t,): sample)
10s Permitted-duratioh of
burging (f,): < 30[s
Group 10
443 D 20 0 As specified in the
Dimensiops (detail) detail specificatioh
4.25.3 Mounting: see 2.4.2 or
Endurande at upper unmounted
category femperature Duration: 1 000 h
Visual examination Asin4.25.3.7
Resistance As specified in the
detail specificatioh
4.14 Mounting: see 2.4.2 (6 of the
Temperalure rise sample) As specified in the detail
: specification
(applicable only to
0 Q resisfors and to
resistors pelow the
critical registance)
Group 11
4.38 Mounting: see 2.4.2 or D 20 0
Electrostatic discharge unmounted
For resistors categorized
as Level G:
1 pos. + 1 neg. discharge
For resistors categorized
as Level P:
3 pos—+ 3 neg Hicnhnrgnc
Style Voltage
Visual examination Asin4.384
Resistance As specified in the detail
specification
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Table 6 (continued)
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D b
Test? Conditions of test or n® c’ Perf_ormancea
ND requirements
Group 11
(continued)
4.29 (half of
Component Solvent: Isopropyl alcohol the
solvent resistance Temperature: ... °C sample)
. . Immersion time:
(if reguwed by the (5 + 0 5) min
detail spdcification)
Visual examination Asin4.4.1
4.30 (the
Solvent r¢sistance Solvent: Isopropyl alcohol other half
of marking Temperature: ... °C of the
(if required by the Immersmrz_)tirmoe.5 . sample)
detail spgcification) . (5 ; ) min
Rubbing material: ...
Visual examination Asin4.4.1
Group.12
4.22 Mounting: see 2.4.2 D 20 0
Vibration .
Endurance by sweeping
(applicable only to resistors . . .
categorized as Level P) Mounting of specimen in
such a way that they are
not exposed to
resonances.
Frequency range: ...
Amplitude: ...
... sweep cycles:inJeach
axis.
Visual examination Asin 4.22.4
Resistance As specified in the
detail specification
4.39 Mounting: see 2.4.2
tF;ZrtIOdIC pulse overload See 235
(applicable only to.resistors | Voltage: U =/15-Pyy - R,
categorized as-tevel P) or U =2-Uygy , whichever
is the less severe ;

U,Tson/4,5s o,
1 000 cycles

Visual examination

Resistance

Asin4.4.1

As specified in the detail
specification
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Table 6 (continued)

D b
Test? Conditions of test or n® c’ Perf_ormancea
requirements
ND
Group 13

4.19 Mounting: see 2.4.2 or D 20 0
Rapid change unmounted
of temperature _ _
>100 cycles Ta=LCT, Tg = UCT
(applicable only to resistors || Style Cycles
categorizgd as LevelP) -

Visual examination As in 4(19.3

Resistance As'specified in the detail

specification
Group 14

4.27 Mounting: see 2.4.2 or D 20 0
Single pujse high voltage unmounted
overload fest Severity No. ... (10/700)
(applicable only to resistors | . . .
categorized as Level P) Visual examination Asin 4.27.3.7

Resistance As specified in the detail

specification

@ Claus¢ numbers according to IEC 60115-1.
®  Referlto Clause B.2 for a list of abbreviations.
° This [nspection shall be performed after removal of nonconforming items by 100 % testing during the

manuffacturing process. Whether the lot was accepted or not, all of the samples for sampling inspectig

inspeq
level g

In cag
items
per m
IEC 6
¢ This
measty

Resis
numbsg

f Testi

ted in order to monitor outgoing guality level by nonconforming items per million (ppm). Theg
hall be established by the manufacturer, preferably according to IEC 61193-2, Annex A.

e one or more nonconforming)items occur in a sample, this lot shall be rejected but all nond
shall be counted for the calculation of quality level values. Outgoing quality level by nonconforr
llion (ppm) values shall \be calculated by accumulating inspection data according to the metho|
193-2, 6.2.

est may be replaced by in-production testing if the manufacturer installs SPC on di
rements or othernmechanisms to avoid parts exceeding the dimensional limits.

ors submitted to this test shall not be measured in Group 1, 2, 3, A1, A2 or B1 and are not incly
br of specimen in Group 1 or 2.

not(applicable if the relevant detail specification explicitly excludes compatibility with lead-free

9 All teg

n shall be
sampling

onforming
hing items
d given in

mensional

ded in the

soldering.

ts\of the sub-group shall be repeated if one or more nonconforming item is obtained. No nong

onforming

items

are permitted In the repeat testing. Release of products may continue during repeat testing.

Conditions of this test may be replaced by a relevant choice from 2.3.3.
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Lot-by-lot tests

D b
Test? Conditions of test or L c’ Perf_ormancea
requirements
ND
Group A1
4.5 ND 100 %
Resistance ° (As specified inthe | Asin4.5.2
detail specification)
Group A2
441 l\/l:nrl(ing’ if Qpplinnhln ND S.4 Q
Visual expmination ¢ Asin4.4.1
442 An appropriate tool shall As specified in the detail
Dimensions (gauging) d be used specification
Group B1
4.7 See IEC 60115-1%,4.6.1.4 | ND S-3 0
Voltage proof or 4.6.1.5, as applicable
Voltage: U=1,42- U,
Duration: 1 min Asin4.7.3
4.13 Mounting: see 2.4.2 or D
Short term overload unmounted
(applicable only to resistors | See 2.3.1
categorized as Level G) Voltage: ...
Style Duration
Visual examination Asin4.13.3
Resistance As specified in the detail
specification
Group B2
D 0
4.17 See 2.3.2 S-3
Solderabflity © . o
with SnPb syolder Ageing 4 h at 155 °C, dry
heat
SnPb solder; Solder bath
method, 235 °C, 2 s Asin4.17.3,
Visual examination >95 % of the surface shall
be covered by new solder
4.17 See 2.3.2 S-3
Solderabilit . R
with Iead-frzzle solder® Ageing 4 h at 155 °C, dry
heat
SnAgCu solder; Solder
bath method, 245 °C, 3 s Asin4.17.3,
Visual examination >95 % of the surface shall
be covered by new solder
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Table 7a (continued)

D b
Test? Conditions of test or L c Perf_ormancea
requirements
ND
Group B3
4.8 Mounting: see 2.4.2 or D S-3

Variation of resistance with
temperature

(applicable only to
resistors with a

unmounted

Sequence of
measurements:
20°C/LCT/20°C/UCT/

As specified in the detail

temperatyre coefficient
superior o + 50 - 10°%/K)

AV

SpecCIcalion

NOTE The table footnotes are given at the end of Table 6.
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Table 7b — Test schedule for quality conformance inspection: Periodic tests

D b
Test? Conditions of test or n® Perf_ormancea
requirements
ND
Group C1°
D 20
4.33 Mounting: see 2.4.2 (half of Electrical continuity, no
Substrate bending test Depth of bend the open circuits when the
" epth otbend ... mm, ... sample) board is in the bent
Imes position after ... bendings.
Visual examination Asin 4.33.4
Resistance As specifiedin"the detail
specification
4.19 Mounting: see 2.4.2 (the
Rapid chxnge of 5 cycles other half
temperatiire a _ of the
T,=LCT, T, =UCT sample)
Visual examination Asin4.19.3
Resistance As specified in the detail
specification
4.21 Acceleration: ...
Shock Pulse duration: ...
(applicable only to other . .
styles than RR or RC) Waveform: Half sine
Severity: ... successive
shocks to be applied in
each of the three directions
(total ... shocks)
Visual examination Asin4.215

Resistance

4.22
Vibration

(applicable only to other
styles than RR or RC,
categorized as Level®)

Mounting: see 2.4.2
Endurance by sweeping

Mounting of specimen in
such a way that they are
not exposed to
resonances.

Frequency range: ...
Amplitude: ...

As specified in the detail
specification

~.. SWeep Ccycles in each
axis.
Visual examination

Resistance

4.32
Shear test

(applicable only to
styles RR and RC)

Mounting: see 2.4.2
Seein2.34

Style Force

Visual examination

Asin4.22.4

As specified in the detail
specification

As in 4.32.3
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Table 7b (continued)

D b
Test? Conditions of test or | p b n® Perf_ormancea
ND requirements
Group C1°
(continued)
4.23 Mounting: see 2.4.2 (all of the
Climatic sequence sample)
- Dry heat 16 h at UCT
- Damp h af’ r\yr\lin 1 P\J/nln at +55 °C
first cycle
- Cold 2hatLCT
- Low air pressure 1h/..KkPaat
+15to +35 °C
- Damp hgat, cyclic ... cycles at +55 °C
emaining cycles
- DC load Voltage: U =,/Ps-R, or
U = Upax » Whichever is
the less severe, 1 min
- Final mgasurements Visual examination Asin4.23.8
Resistance As specified in the detail
specification
Group C2°
4.251 Mounting: see 2.4.2 D 3 20
Endurande at 70 °C
Voltage:
U = P70 'Rn or. U ZUmaX
whichever jsthe less
severe;
1,5 hon 0,5 h off
Duration: 1 000 h
Visual examination Asin4.251.7
Resistance As specified in the detail
specification
42518 Duration extended to 12
Extended endurance 8 000 h once a year
at70°c Examination at 4 000 h
(applicable-enly-te Hfor-information-ontyy
resistors categorized as Resistance As specified in the detail
Level P) e
specification
Group C3°
4.18 See 2.3.3 D 3 20
Resistance to soldering R
heat " 10 s at 260 °C
Visual examination Asin4.18.4
Resistance As specified in the detail
specification
4.35 Needle flame test 36 | (5ofthe
Flammability Duration of application (t,): sample)
10s Permitted duration of
burning (f,): <30 s
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D b
Test? Conditions of test or [ p b n® Perf'ormancea
requirements
ND
Group D1°
4.8 Mounting: see 2.4.2 or D |12 20
Variation of resistance with | unmounted
temperature
Sequence of
(applicable only to measurements:
resistors with a 20°C/LCT/20°C/UCT/ As specified in the detail
temperature coefficientof |20 °C specification
+ 50 - 10}/K or inferior)
Group D2°
4.24 Mounting: see 2.4.2 D |12 20
D hegt, steady stat
amp hept, steady state Temperature: (40 £ 2) °C
Rel. humidity: (93 + 3) %
Duration: ...
Visual examination Asin4.24.4
Resistance As specified in the detail
specification
Group D3 °
443 D [.36 20 As specified in the detail
Dimensiops (detail) specification
4.25.3 Mounting: see 2.4.2 or
Endurande at upper unmounted
category femperature Duration: 1 000 h
Visual examination Asin4.253.7
Resistance As specified in the¢ detail
specification
4.14 Mounting=see 2.4.2 (6 of the
Temperalure rise sample)
(applicable only to
0 Q resistors and to
resistors pelow the As specified in the detail
critical registance) specification
Group E*?
4.38 Mounting: see 2.4.2 or D [ 12 20
Electrostatic.discharge, unmounted
Human Body Model . .
For resistors categorized
as Level G:
1 pos. + 1 neg. discharge
For resistors categorized
as Level P:
3 pos. + 3 neg. discharges
Style Voltage
Visual examination Asin 4.38.4

Resistance

As specified in the detail
specification
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Table 7b (continued)

D b
Test? Conditions of test or | p b n® Perf_ormancea
requirements
ND
Group E*®
(continued)
4.29 See 2.3.6 (half of
Component solvent Solvent: Isopropyl alcohol the
resistance Temperature: ... °C sample)
(if required by the ImmerS|o(r‘|:‘thne;\ min
detail spdcification)
Visual examination Asin4.4.1
4.30 See 2.3.7 (the
Solvent r¢sistance of Solvent: Isopropyl alcohol other half
marking Temperature: ... °C of the
(if required by the Immersion time: . sample)
detail spgcification) (5 +0,5) min
P Rubbing material: ...
Visual examination Asin4.4.1
Group.F*
4.19 Mounting: see 2.4.2 or D | 36 20
Rapid change of unmounted
temperatjire _ _
>100 cycles Ta=LCT, Tg =UCT
(applicable only to Style Cycles
resistors categorized as
Level P)
Visual examination Asin4.19.3
Resistance As specified in the detail
specification
Group G*
4.27 NMounting: see 2.4.2 or D | 12 20
Single pulse high voltage (| unmounted
overload est Severity No. ... (10/700)
(applicable only to Visual examination Asin4.27.37

resistors categorized.as
Level P)

Resistance

As specified in the detail
specification

NOTE The table footnotes are given at the end of Table 6.
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Annex A
(normative)

0 Q resistors (Jumper)

nformation to be specified in a detail specification

For 0 Q resistors, all the subclauses 1.4 of this sectional specification apply with the following
modifications.

1.4.7

1.4.9

A.2

For 0 Q
modific4

213

2.1.4

A3 K

For 0 Q
modificd

2.2.1

2.2.2

224

Temperature coefficient of resistance is not applicable to 0 Q resistors.

Tolerance on (resistance for 0 Q resistors is reduced to the maximum
to be selected from the preferred values: 10 mQ; 20 mQ and

Limiting element voltage is replaced by maximum current /4.

Preferred characteristics

resistors, all the subclauses 2.1 of this sectional specifi¢ation apply with the f
tions.

Variation of resistance with temperature is not applicable to 0 Q resistors.

Limits for change of resistance are reduced to compliance with the p

maximum residual resistance R,o5 nax fOr@ach test.

Preferred ratings

resistors, all the subclauses 2+2 of this sectional specification apply with the f
tions.

Nominal resistance for 0 Q resistors is 0 Q.

esistance R
b0 mQ.

res max’

Limiting element voltage U is not applicable to 0 Q resistors, the maximum

max

bllowing

ermitted

bllowing

residual

current

max/shall be used instead.

A.4 Preferred severities

For 0 Q resistors, all the subclauses 2.3 of this sectional specification apply with the following
modifications.

2.3.1 Overload:
The stated applied voltage is not applicable to 0 Q resistors. Instead the following
definition shall be used:
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A.5

Applied current: The detail specification shall state the applied current. Preferred
value is
=25 I,ax (5)
where
Imax is the maximum permissible current.

Test schedule for qualification approval

For the qualification approval of 0 Q resistors, the test schedule of Table 8 applies with the
following modifications:

The makimum current /.. shall be used where rated voltage U, or U =[Py R, is required in

the column Conditions of test.

The res|stance parameters asked for in the column Performance requirements’are requced to

the comfpliance with the permitted maximum residual resistance R

The follpwing tests are not applicable to 0 Q resistors:

4.8

4.27

4.38

A.6

res max:

Variation of resistance with temperature
5ingle pulse high voltage overload test

Electrostatic discharge, human body model

Test schedule for quality conformance inspection

For the| quality conformance inspection™of 0 Q resistors, the test schedules for Ipt-by-lot
inspectipns of Table 7a and for periedical inspections of Table 7b apply with the fpllowing

modificgtions:

The makimum current /., shall be used where rated voltage U, or U=,Py-R, is reduired in

the column conditions of(test.

The res|stance parameters asked for in the column performance requirements are reduced to

the comfpliance with the permitted maximum residual resistance value R

The follpwing.tests are not applicable to 0 Q resistors:

4.8

4.27

4.38

res max-

Variation of resistance with temperature
Single pulse high voltage overload test

Electrostatic discharge, human body model
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Annex B
(informative)

Letter symbols and abbreviations

B.1 Letter symbols

max
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T

70

ns

n

res

> VI VR VB s B v

res max

AR
AR/IR

Length, measured along the axis from termination to termination mm
Diameter mm
Maximum permissible current A
Rated dissipation at 70 °C ambient temperature w
Actual resistance value Q
Insulation resistance Q
Nominal resistance value Q
Residual resistance Q
Maximum permissible residual resistance Q
Change of resistance Q
Change of resistance related to the prior medsurement %
Voltage, for example test voltage Vv
Insulation voltage \
Limiting element voltage, maximum. permissible voltage \Y
Rated voltage, U, = \/PmiR \Y
Duration of application of'a-test flame S
Duration of burning after'removal of the test flame S
Height (thickness) mm
Low temperature of a change of temperature test °C
High tempeérature of a change of temperature test °C
Width mm
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B.2 Abbreviations

c Acceptance number (permissible number of nonconforming items)

D Destructive

DMR Designated management representative (quality system manager)

ESD Electrostatic discharge

HBM Human body modgl, representation of the capacitance and resistance of a human
body for ESD testing

IL Inspection level

LCT Lower category temperature

n Sample size

ND Non destructive

NSI3) National supervising inspectorate

p Periodicity, given in months

RC Style designation for resistor, cylindrical, typically usgd-for film resistors

RR Style designation for resistor, rectangular, typically‘used for film resistors

SPC Statistical process control

TA Technology approval

TADD Technology approval declaration document

TAS Technology approval schedule

TC Temperature coefficient (not spegific to resistance)

TCR Temperature coefficient of resistance

UCT Upper category temperature

3) The term Certification Body (CB) replaces the term National Supervising Inspectorate (NSI), see IECQ 01.
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IEC 60068-2-20:2008, Environmental testing — Part-2-20: Tests — Test T: Test methods for
solderability and resistance to soldering heat of dévices with leads

IEC 60068-2-21:2006, Environmental testing — Part 2-21: Tests — Test U: Robustness of
terminations and integral mounting devices

IEC 60068-2-30:2005, Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db: Damp headt, cyclic
(12 h +[12 h cycle)

IEC 60068-2-45:1980, Enwironmental testing — Part 2-45: Tests — Test XA and guidance:
Immersion in cleaning solvents

Amendment 1(1993)

IEC 60068-2-78:2001, Environmental testing — Part 2-78: Tests — Test Cab: Damp heat,
steady gtate
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IEC 60286-3:2007, Packaging of components for automatic handling — Part 3: Packaging of
surface mount components on continuous tapes

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes
IEC/TR 60440:1973, Method of measurement of non-linearity in resistors

IEC 60695-11-5:2004, Fire hazard testing — Part 11-5: Test flames — Needle-flame test
method — Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance

IECQ 01, IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ Scheme) — Basic
Rules
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IECQ 001002-3, /IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) — Rules
of procedure — Part 3: Approval procedures

ISO 1000:1992, S/ units and recommendations for the use of their multiples and of certain
other units.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESI§TANCES FIXES UTILISEES DANS
LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 8: Spécification intermédiaire —
Résistances fixes pour montage en surface
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E|  (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de naer
sée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl).
bbjet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation
hes de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie de
htionales, des Spécifications Techniques, des Rapports Techniques, des Spécifications accefg
(PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) CEI"). Leur élaboratioh est confi
s d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut parti
sations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl,
hent aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisat
fdes conditions fixées par accord entre les deux organisations.

bcisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techhiques représentent, dans
Esible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donnéique’ les Comités nationaux i
pprésentés dans chaque comité d’études.

iblications CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et elles son
e telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les efforts/raisonnables sont entrepris afin g
re de I'exactitude du contenu technique de ses publicatiofis; la CEIl ne peut pas étre tenue re

e but d'encourager Il'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent a ap

corregpondante doit étre indiquée en termes clairs.dans cette derniere.

La CH|l n’a fixé aucune procédure concernant_ le\marquage comme indication d’approbation et sa resp

n’est

Tous lles utilisateurs doivent s'assurer qu'ils’sont en possession de la derniére édition de cette publica

Aucurle responsabilité ne doit étre\imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxi
mandataires, y compris ses expert$ particuliers et les membres de ses comités d'études et des
nationfaux de la CEIl, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de
dommfage de quelque nature.que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compri
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ales et régionales. Toute divergence entre la.norme de la CEIl et la norme nationale ou
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la CEI:

Cette deuxieéme édition annule et remplace la premiére édition publiée en 1989 et son
Amendement 1 (2000). Cette deuxiéme édition constitue une révision technique et inclut des
conditions d’essai, des exigences concernant le brasage sans plomb et des procédures
d'assurance de la qualité qui sont conformes aux exigences de I'approche «zéro défaut».

Les principales modifications techniques par rapport a la premiére édition sont les suivantes:

introduction d’une classification de produit basée sur les exigences de 'application;

exte

nsion de la liste des modéles et des dimensions;

utilisation d’un domaine d’application étendu avec des définitions de classe de stabilité;

exte

nsion des listes de valeurs préférentielles des caractéristiques nominales;


https://iecnorm.com/api/?name=ba5bb69cc1cbfdffcd9cacf93d0f9fe5

60115-8 © CEI 2009 - 45—

inclusion de conditions d’essai et d’exigences pour le brasage sans plomb, pour les
surcharges périodiques, pour la résistance aux décharges électrostatiques (DES);

inclusion d’'une nouvelle série de sévérités pour un essai de cisaillement;
inclusion de définitions d’une carte d’essai;

remplacement du niveau d’assurance de la qualité E et des autres possibles par I'unique
niveau d’assurance de la qualité EZ qui est conforme aux exigences de I'approche «zéro
défauty;

inclusion d’'un essai d’endurance étendu, d'un essai d'inflammabilité, d’un essai
d’échauffement, d’essais de vibrations, d'un essai étendu de variation rapide de
température et d’'un essai de surcharge sous forme d’'une simple impulsion de tension
élevée;

inclysion d’exigences applicable aux résistances de valeurs 0 Q (cavaliers).

La présgnte version bilingue (2013-01) correspond a la version anglaise monglingue|publiée

en 2009-01.

Le textg anglais de cette norme est issu des documents 40/1933/FDISe1*40/1970/RVD.

Le rapport de vote 40/1970/RVD donne toute information sur’le vote ayant gbouti a

I'approbation de cette norme.
La version frangaise n’a pas été soumise au vote.

La présénte publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEINGO115, sous le titre général Résistances fixes
utiliséeg dans les équipements électroniques,\peut étre consultée sur le site web de la|CEl.

Le comité a décidé que le contenu de, céette publication ne sera pas modifié avant la [date du
résultat| de la maintenance indiquée” sur le site web de la CEl a l'adresse spivante:
"http://webstore.iec.ch”, dans les donhnées liées a la publication spécifique. A cette |date, la

publicatjon sera

reconduite,

supprimée,

remplacée par une édition révisée, ou
amepdée.
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RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS
LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 8: Spécification intermédiaire —
Résistances fixes pour montage en surface

1 Généralités

1.1  Dlomaine d’application

La prégente partie de la CEI 60115 s’applique aux résistances fixes pour\moniage en
surface [utilisées dans les équipements électroniques.

Ces rés|stances sont généralement décrites selon des types (différentes\formes géomgtriques)
et des modeles (différentes dimensions). Elles comportent des extrémités métalliséeq et sont
congueg principalement pour étre montées directement sur un circuit imprimé.

1.2 dbjet

L'objet de la présente norme est de prescrire des valeurstnominales et des caractélistiques
préférentielles et de sélectionner a partir de la CEI 60115%1, les procédures d’assurange de la
qualité, [les essais et les méthodes de mesure appropriées et de donner les exigepces de
performpance générales pour ce type de résistance.

référant| a la présente spécification intermédiaire doivent étre d’'un niveau de perfgrmance

Les einences et les sévérités des essais prescrites dans les spécifications particulléres se
supérie

r ou égal parce que des niveaux-de performance inférieurs ne sont pas permig.

1.3 Références normatives

Les dotuments de référence “suivants sont indispensables pour I'application du [présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les réfgrences
non datges, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éyentuels
amendements).

CEIl 60(062:2004;.Codes pour le marquage des résistances et des condensateurs

CEI 60068-0:1988, Essais d'environnement — Partie 1: Généralités et guide
Amendenient 1(1992)

CEl 60068-2-58:2004, Essais d'environnement — Partie 2-58: Essais — Essai Td -
Méthodes d'essai de la soudabilité, résistance de la meétallisation a la dissolution et
résistance a la chaleur de brasage des composants pour montage en surface (CMS)

CEI 60115-1:2008, Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques -
Partie 1: Spécification générique

CEI 61193-2:2007, Systémes d’évaluation de la qualité — Partie 2: Choix et utilisation de
plans d’échantillonnage pour le contréle des composants électroniques et de leurs
emballages

CEIl 61340-3-1, Electrostatique — Partie 3-1: Méthodes pour la simulation des effets
électrostatiques — Formes d'onde d'essai des décharges électrostatiques pour le modele du
corps humain (HBM)
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CEI 61760-1:2006, Technique de montage en surface — Partie 1. Méthode normalisée

pour la

spécification des composants pour montage en surface (CMS)

1.4 Informations qui doivent étre fournies dans une spécification particuliére

Les spécifications particuliéres doivent étre dérivées des spécifications particulieres cadre
applicables.

Les spécifications particulieres ne doivent pas prescrire d'exigences inférieures a celles de la
spécification générique, intermédiaire ou particuliére cadre. Lorsque des exigences plus
strictes sont incluses, elles doivent étre énumérées dans un paragraphe de la spécification
particuliére et mentionnées dans les programmes d’essai, par exemple par une note.

L’informjation suivante doit étre donnée dans chaque spécification particuliére et-les

notées

1.4.1

Il doity

avec d’qutres.

1.4.2

Voir 2.1

Les dim
doivent

1.4.3

Voir 2.1

144

Voir 2.1

1.4.5

Voir 2.2

NOTE L

il convient d’ajoeuter la déclaration suivante: "La gamme des valeurs disponibles dans chaque modéle

coefficien

Dessin d’encombrement

avoir une illustration de la résistance qui permette de la reconnaitre et de la c

Modéle et dimensions

ensions et leurs tolérances associées, qui‘affectent l'interchangeabilité et le nj
etre indiquées dans la spécification particuliere.

Catégorie climatique

2.

Limites de modification.de la résistance aprés essais

4.

Gamme de résistance

1.

brsque des produits agréés conformément a la spécification particuliére ont différentes gammes

valeurs

Hoivent, de préférence, étre prises parmi celles données dans l'article (@pproprié de
cette spgcification intermédiaire.

pmparer

ontage,

de valeur,
avec son

de.température et sa tolérance associée, est donnée dans la liste des produits qualifiés, disp

bnible par

exemple surtesiteWebwww-iecqrorg':

1.4.6

Voir 2.2

1.4.7

Voir 2.1

1.4.8

Voir 2.2

Les con

Tolérances relatives a la résistance nominale

2.

Coefficient thermique de résistance

3.

Dissipation nominale

3.

ditions de montage sont décrites en 2.4.2.
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La spécification particuliere doit fixer la dissipation maximale a des températures autres que
70 °C, par exemple la dépréciation, soit dans un diagramme, soit sous la forme d’une
déclaration. Tous les points de changement de pente doivent étre vérifiés par un essai.

1.4.9 Tension limite nominale

Voir 2.2.4.

1.4.10 Tension d’isolation

Cette information n’est nécessaire que pour les résistances isolées.

Voir 2.2{6 et la definition de 2.2.10 de [a CEl 60115-1.

Pour leg résistances de petite taille, dont les dimensions du montage d’essai indiquéep en 4.6
de la CEI 60115-1, ne sont pas appropriées, elles doivent étre indiquées dans-la spécification
particuliere.

1.4.11 | Résistance d’isolement

Cette information n’est nécessaire que pour les résistances isolées.
Voir 2.2]5.

Pour leg résistances de petite taille, dont les dimensions du montage d’essai indiquées en 4.6
de la CEI 60115-1, ne sont pas appropriées, elles dojvent étre indiquées dans la spécification
particuliere.

1.4.12 | Marquage

Les résjstances montées en surface nne' sont généralement pas marquées sur leuf corps.
Toutefols, si un marquage est appliqu€“sur son corps, la résistance doit porter la valeur de la
résistance conformément a I'Article” 3 de la CEI 60062, ainsi que le plus grand [nombre
possiblg d’informations restantes énumérées en 2.4 de la CEI60115-1. Toutes les
informalions requises doivent.étre inscrites sur I’emballage.

1.4.13 | Renseignements/sur les commandes

La spédification particuliere doit indiquer que les renseignements suivants sont nécgssaires
lorsque ['on commande des résistances:

Le numTro de)la spécification particuliére et la référence du modéle.

La résistance, la tolérance relative a la résistance et le coefficient thermique de résistance
conformément a la CEl 60062.

1.4.14 Montage

La spécification particuliere doit fournir des recommandations concernant les méthodes de
montage pour une utilisation normale, de préférence fondées sur la spécification des
conditions du processus d’assemblage indiquée a I'Article 5 de la CEI 61760-1. Le dispositif
d’essai et de mesure (si nécessaire) doit étre conforme a 4.31 de la CEI 60115-1 et 2 2.4.2 de
la présente spécification.

La spécification particuliere peut inclure des informations supplémentaires (qui ne doivent
normalement pas faire I’objet d’'une vérification par la procédure d’inspection), telles que des
schémas de circuits, des courbes, des plans et des notes nécessaires a la clarification de la
spécification particuliere.
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1.5 Classification de produits

L’'introduction d’'une classification de produits permet a [l'utilisateur de sélectionner les
exigences de performance conformément aux conditions finales prévues de I'application.

Deux niveaux généraux de produits finis ont été établis de maniére a refléter les différences
caractéristiques observées dans les exigences relatives au fonctionnement, aux
performances et a la fiabilité, et a pouvoir utiliser des programmes d’inspection et d’essai
appropriés. Il convient d’admettre que des applications peuvent se chevaucher entre les
niveaux.

Niveau G - Equipements électroniques de type général, typiquement utilisés dans des
conditiops_environnementales anodiNes ou MOodJderees, et pour fesquels te fonctionnement
constitug I'exigence principale. Des exemples relevant du niveau G incluent les (proguits de
grande consommation et les terminaux de télécommunications des usagers.

Niveau [P — Equipements électroniques & haute performance, pour lesquéls un ou plusieurs
des critéres suivants s’appliquent:

— performances permanentes souhaitées ou obligatoires;

— fonctionnement dans des conditions environnementales sévéfes;
— durée de vie prolongée.

Les exemples relevant du niveau P incluent les équipements professionnels, les systémes de

transmigsion de télécommunication, les systémes industriels de commande et de mesure et la
plupart gles applications automobiles a I'extérieur de I*habitacle.

Le niveau P constitue une base appropriée aux(spécifications particuliéres visant a 'agrément
des conposants dont la fiabilité est établie.

Chaque|niveau doit étre utilisé dans des Spécifications particuliéres individuelles.

2 Carnactéristiques, valeurs-nominales et sévérités d’essai préférentielles

2.1 Claractéristiques préférentielles

Les valgurs indiquées dans les spécifications particuliéres doivent de préférence étre ghoisies
parmi celles qui suivent.

211 Modéleet dimensions

Les model€s et dimensions préférentiels sont donnés dans les Tableaux 1a et 1b.

Tableau 1a — Modéles préférentiels pour les résistances rectangulaires (RR)

Modéle Dimensions
Systéme métrique Systéme . Longueur L Largeur W Hauteur T
anglo-saxon mm mm mm

RR0603M RR0201 0,6 £ 0,03 0,3 +0,03 0,23 £ 0,03
RR1005M RR0402 1,0 £ 0,05 0,5+ 0,05 0,35+ 0,05
RR1608M RR0603 1,6 £0,1 0,8+0,1 0,45+ 0,1
RR2012M RR0805 2,0+£0,1 1,25 +0,15 05 jg'}g
RR3216M RR1206 3,2+0,2 1,6 + 0,15 0,55+01
RR3225M RR1210 3,2+0,2 2,5£0,2 0,55+01
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Modéle Dimensions
Systéme métrique Systéme . Longueur L Largeur W Hauteur T
anglo-saxon mm mm mm
RR3245M RR1218 3,2+0,2 4,6 £0,2 0,55+ 0,1
RR4532M RR1812 4,6 £0,2 3,2+0,2 0,55+01
RR5025M RR2010 5,0+£0,2 2,5£0,2 0,55 +£0,2
RR6332M RR2512 6,3 £0,2 3,2+0,2 0,55 +£0,2

NOTE La Figure 1 montre la forme et les dimensions de résistances rectangulaires.

# Codes historiques de modéles, pour information uniquement.

/

o ~1+\

IEC 2353/08

Figure 1 — Forme et dimensions des résistances rectangulaires (RR)

Fableau 1b — Modéles préférentiels pour les résistances cylindriques (RC

Modéle Dimensions
Systéme métrique Longueur L Diameétre D
mm mm
RC1610M 1,6 7982 1,0 “00s
RC2012M 2,0+£0,1 1,25 jg'f
RG22141M 2’2783 1,17810
RC3514M ? 3,5+0,2 1,4+0,2
RC5922M ° 59+0,2 2,2+0,2

NOTE La figure 2 montre la forme et les dimensions des résistances cylindriques.

1

# Comparable au modéle historique: RC3715M (L = 3,7 7814 mm; D = 1,5;33 mm).

®  Comparable au modéle historique: RC6123M (L = 6,1_J; mm; D = 2,3 "0 mm).
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A
~
Y

IEC 2354/08

Lorsque
résistan
informat

adéquate.

2.1.2

Les rési

Figure 2 — Forme et dimensions des résistances cylindriques (RC)

le modéele de composant est différent de celui décrit ci-dessus, par exemple
ces bobinées montées en surface, la spécification particuliere/_doit indig
ions afférentes aux dimensions qui permettront de décrire la_résistance de

Catégories climatiques préférentielles

stances montées en surface couvertes par la présente’spécification sont class

catégories climatiques conformément aux regles générales indiquées dans I’Anney

I’Amend

La caté
chaleur

Tempér

Tempér

ement 1 de la CEI 60068-1.

jorie de température inférieure et supérieure ainsi que la durée de l'essai co
humide doivent étre sélectionnées parminles suivantes:

hture de catégorie inférieure (TCI) —55°C;-40°C;-25°Cet-10°C.

Ature de catégorie supérieure (TCS) + 85 °C; + 100 °C; +125 °C; + 155 °C;
+ 175 °C et + 200 °C.

Durée de I'essai continu de ‘chaleur humide: 10, 21 et 56 jours.

Les sé
tempérg

NOTE L
imprime,

érités pour_les essais de froid et de chaleur séche sont respectivem
tures de catégories inférieures et supérieures.

ps perfortmances climatiques des résistances assemblées sont fortement influencées par
a méthode d’assemblage et I‘application d’'un revétement final.

21.3

pbour les
uer les
maniére

ées par
e A de

htinu de

ent les

le circuit

Variation de la résistance en fonction de la température

Les limites préférentielles de modification de la résistance pour l'essai de variation de la

résistan

ce en fonction de la température sont données dans le Tableau 2.
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Limite de variation de la résistance
Coefficient de %
température Température' de catégo'ri’e inférieure / ] Température d’e réf_érence'l_ )
Temperatursge référence Température de caotggorle supérieure
a n n n o
T[S s $ 5 e § S 8 8 g
+ + + +
+ 1000 | W | +7,50 + 6,00 + 4,50 + 3,00 + 6,50 + 10,5 + 13,5 + 15,5 + 18,0
+500|| V + 3,75 + 3,00 + 2,25 +1,50 + 3,25 + 5,25 +6,75 +7,75 + 9,00
+250(| U +1,88 +1,50 +1,13 +0,75 +1,63 +2,63 + 3,38 + 3788 + 4,50
+£100|| S +0,75 + 0,60 + 0,45 + 0,30 + 0,65 + 1,05 +1,35 +1,55 + 1,80
50| | R +0,375 | £0,300 | +0,225 | +0,150 | £0,325 | £+0,525 | +0,675| £0,775|| + 0,900
25| Q +0,188 | £0,150 | +£0,113 | £0,075 | £0,163 | £ 0,263 | + 0,338 | £ 0,388 || + 0,450
+15|| P +0,113 | £0,090 | +£0,068 | +0,045 | £0,098 | £0,158 |,+£0,203 | +0,233|| +0,270
+10[| N +0,075 | £0,060 | +0,045 |+0,030 |+0,065 | +0,1056 ) +0,135 | £0,155|| + 0,180
+5[| M +0,038 | £0,030 | +0,023 | +0,015 | £0,033 | £0,058 | +0,068 | +£0,078|| + 0,090
+2|| L +0,015 | £0,012 | £0,009 | +0,006 |+0,013 ,| £0,021 | +0,027 | +£0,031|| + 0,036
1| K + 0,008 | +0,006 | +0,005 | £0,003 | +0,007%}+0,011 | +0,014 | £0,016|| £ 0,018
2 Abrgviation: Par exemple + 50 = 0 + 50 x 10°%/K.
b Si des coefficients de température supplémentaires sont requis, ils doivent étre spécifiés dans la spgcification

particuliéere.
¢ Lettes d’identification conformes a 5.5 de la CEl 60062

Chaque|ligne du tableau donne le coefficient de température préférentiel ainsi que les limites
correspondantes de variation de la résistance pour la mesure de la variation de la résistance
en fondtion de la température (voir 4.8 de la CEI 60115-1) sur la base des plages de
catégories de températures indiquees en 2.1.2 de la présente spécification.

2.1.4 Limites de variation de la résistance

Les Tableaux 3a et 3b\donnent la liste des limites préférentielles de variation de la résistance
pour tous les essais-énumérés dans la rubrique. Ces limites seront affectées aux classes de
stabilité|énumérées-dans les Tableaux 3a et 3b ci-dessous afin de classifier les perfoffmances
des résistances:



https://iecnorm.com/api/?name=ba5bb69cc1cbfdffcd9cacf93d0f9fe5

60115-8 © CEI 2009

— 53 —

Tableau 3a — Limites de variation de la résistance

Essais de longue durée Essais de courte
durée
Code de | CEI60115-17?, CEI 60115-17, CEI 60115-17,
|
¢ Zzse 4.23 Séquence 4.25.1 Endurance a 70°C, 4.13 Surcharge a
stabilité climatique court terme °
4.24 Essai continu 4.18 Résistance ala
de chaleur chaleur de
humide brasage
4.25.3 Endurance a 4.19 Variation rapide
la température de température,
de—catégorie 5cycles
supérieure 421 chokle
1000 h Prolongation, 8000 h d 4.22~Vibration °
4.33° Essai|de
courblure du
substrat
5 +(5% R+0,1Q) +(5% R+0,1Q) +(10 % R+ 0,1 Q) +(1 % R + 0,05 Q)
2 +(2% R+0,1Q) +(2% R+0,1Q) +(5% R +0,1,0Q) +(0,5 % R +0,05 Q)
1 +(1 % R+ 0,05 Q) +(1 % R+ 0,05 Q) +(2% R +0,05°Q) +(0,25 % R+ 0,05 Q)
0,5 + (0,5 % R + 0,05 Q) +(0,5% R +0,05Q) +(1 %R +70,05 Q) +(0,1 % R 0,01 Q)
0,25 +(0,25 % R + 0,05 Q) +(0,25% R + 0,05 Q) *(0,5.% R + 0,05 Q) +(0,05 % R} 0,01 Q)
0,1 +(0,1 % R+ 0,02 Q) +(0,1 % R+ 0,02 Q) 40,25 % R+ 0,02 Q) +(0,05 % R} 0,01 Q)
0,05 +(0,05 % R + 0,01 Q) +(0,05% R+0,01 Q) (0,1 % R+ 0,01 Q) +(0,025 % R + 0,01 Q)
0,025 +(0,025 % R + 0,01 Q) | £(0,025 % R+0,01Q) +(0,05% R+0,01Q) +(0,01 % R} 0,01 Q)
&  CEI|60115-1.
b Seules les résistances relevant de la catégorie de niveau G doivent étre soumises a I’essai.
Z L’esisai s’applique uniquement aux modeles autres que RR ou RC.

Seu

es les résistances relevant de la catégorie de niveau P doivent étre soumises a I'essai.
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Tableau 3b — Limites de variation de la résistance

El 2009

Code de CEI60115-1 7, CEI60115-1 7, CEI 6011517, CEI 60115-1 7,
| d
csias;ﬁitée 419 Variation rapide |4.27 Essai de surcharge 4.38 Décharge 4.39 Surcharge
de température, sous forme d’une électrostatique électrique
> 100 cycles ¢ unique impulsion de périodique ¢
tension élevée °
5
5 +(1% R+0,05Q) + (1% R+0,05Q) + (1% R+0,05Q) + (2% R+0,05Q)
1
+(0,5% R+ 0,05 Q)
0,5
0,25
01 + (0,5% R+ 0,05 Q) + (0,5% R+ 0,05 Q) + (1% "R 40,05 Q)
: + (0,25 % R + 0,05 Q)
0,05
0,025
& CEI6(115-1.
®  Modele du corps humain (HBM) conforme a la CEl 61340-3-1, utilisant 3,décharges positives et 3|décharges
négat|ves pour les résistances relevant de la catégorie de niveau P, ou ¥ décharge positive et 1 décharge
négat|ve pour les résistances relevant de la catégorie de niveau G.
©  Seule§ les résistances relevant de la catégorie de niveau P doivent étre.soumises a I'essai.

22 V|
2.21

Voir 2.3

2.2.2

Les tolé

+10 %;
30 %; 0

NOTE L
ajustableq

2.2.3

aleurs préférentielles des caractéristiquesynominales
Résistance

2 dela CEI 60115-1.

Tolérances de la résistance

rances préférentielles de\larésistance sont:

£5 %; £2 %; £ 1<% £ 0,5 %; £ 0,25 %; £ 0,1 %; £0,05 %; £0,02 %; +0,0
-20 % et 0/-10,%.

es tolérancesyasymétriques (par exemple 0/-20 %) sont destinées a étre utilisées pour les ré
par laser.

Dissipation nominale Py,

1 %; 0/-

sistances

Les val

pUrsS préférentielles de dissipation nominale P;q pour les résistances monté

£S avecC

une tem

pérature ambiante de 70 °C sont:

0,016 W; 0,032 W; 0,05 W; 0,063 W; 0,1 W; 0,125 W; 0,25 W; 0,33 W; 0,4 W; 0,5 W; 0,75 W;
1TW;2Wet3W.

La spécification particuliere doit spécifier les conditions selon lesquelles la dissipation

nominal

e s’applique.

La Figure 3 fournit un exemple de courbe de dépréciation qui peut étre utilisée pour fournir

des info

rmations de méme nature.
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IEC 12355,

Figure 3 — Courbe de dépréciation

o

continu

a1GQ
) aprés

Les

Tous les points de changement de pente sur la courbe doivent étre vérifiés par un ess
2.24 Tension nominale limite U,y
Les val¢urs préférentielles (efficaces) de la tension nominale) limite Upa.x €en courant
ou alterpatif sont:
12,5V;[15V; 25V;50V; 75V; 100 V; 150 V; 200 V;:300 V et 500 V.
2.2.5 Résistance d’isolement
Pour leg résistances isolées, la résistancecd'isolement R;,s ne doit pas étre inférieure
aprés lgs essais de chaleur séche et neldoit également pas étre inférieure a 100 M
les essgis climatiques.
2.2.6 Tension d’isolation
Pour leg résistances isolégs, les valeurs préférentielles (de créte) de tension d’isolafion Ujps
en courant continu ou altennatif sont: 75 V; 100 V; 200 V; 300 V et 500 V.
2.3 Sjvérités préférentielles pour les essais
2.3.1 Surcharge a court terme
Voir 4.1B3 de'ta CEI 60115-1, avec les précisions suivantes:
Tension appliquée: La spécification particuliére doit indiquer la tension appliquée.
valeurs préférentielles sont
U=2,5'Ur (1)
ou
u =2'Umax (2)
selon la moins sévére des deux valeurs,
ou
U, est la tension nominale
Umax  est la tension limite nominale.
Durée: La spécification particuliére doit indiquer la durée d’application

charge.
Les valeurs préférentielles sont 0,5s;1s;2s; 5s et 10 s.
Cette durée doit étre fixée de maniere a ce que la température

de la
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maximale nominale soit au moins 30 K au-dessus la températu
catégorie supérieure.

Montage: Voir 2.4.2. La distance entre les résistances individuelles mont
surface ne doit pas étre inférieure a la plus grande dimension des

2.3.2

Voir 4.1

résistances montées en surface.

re de

ées en

La carte d’essai doit étre montée a I’horizontale et placée a l'air libre a

une température ambiante comprise entre 15 °C et 35 °C.
Brasabilité

7 de la CEIl 60115-1, avec les précisions suivantes:

L’essai
dans la
la CEIl 6
155 °C)
aux con
maxima

de brasabilité doit étre précédé d’un vieillissement accéléré. Sauf indication-g
spécification particuliére applicable, un vieillissement 3a comme prescrit-en ¢
0068-2-20 (c'est-a-dire une chaleur séche d’une durée de 4 h et a une-tempér
doit étre utilisé. A l'issue du vieillissement accéléré, I'éprouvette-doit étre
ditions atmosphériques normalisées d’essai pendant une durée minimale dg
e de 24 h.

La surface brasable des bornes des résistances doit étre compatible a la fois a

soudure
spécific
étre sol

La bras
8.2.1 de

Alliage

Tempér

classique SnPb et une soudure sans plomb, sauf indi¢ation contraire explicite
btion particuliére applicable. Les deux procédés de brasage doivent par con
mis a un essai de brasabilité.

abilité d’'une soudure SnPb classique doit étte soumise aux essais conformg
la CEl 60068-2-58, méthode du bain de brasage avec la sévérité suivante

le brasure: Sn60Pb40 ou Sn63Pb37

ature du bain: (235 + 5) °C

Temps ¢’'immersion: (2+0,2) s

Les alliages de brasure sans plomb sont regroupés a I’Article 4 de la CEl 60068-2-§
rIQ g

leur te

SnAg,
brasabil
CEIl 600

suivante:

BbNnAgCu et SnAgBi, font partie du groupe 3, température moyenne a éle
té de la brastre sans plomb doit étre soumise aux essais conformément a 8.1
68-2-58, tméthode du bain de brasage avec la sévérité représentative du g

Alliage

ontraire
1.1.1 de
hture de
soumise

2 h et

ec une
dans la
séquent

ement a

8 selon

pérature de pracCessus typique. Les alliages de brasure les plus utilisés, a savoir

vée. La
.1 de la
roupe 3

le‘brasure: Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5

Température du bain: (245 + 5) °C

Temps d’immersion: (3+£0,3)s

2.3.3

Résistance a la chaleur de brasage

Voir 4.18 de la CEI 60115-1, avec les précisions suivantes:

Les résistances doivent étre capables de supporter la gamme compléte de procédés de
brasage décrits dans la CEl 61760-1, sauf indication contraire explicite dans la spécification

particuli

e Bras

e Bras

ere applicable:

age par refusion SnPb en phase vapeur;

age par refusion sans plomb en phase vapeur;
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e Brasage SnPb par infrarouge ou brasage par refusion a convection forcée de gaz;
e Brasage sans plomb par infrarouge ou brasage par refusion a convection forcée de gaz;
e Brasage SnPb double vague;

e Brasage sans plomb double vague.

La résistance a la chaleur de brasage pour la combinaison de toutes les méthodes de
brasage doit étre mise a I'essai dans les conditions les plus défavorables définies en 8.1.1 et
en 8.2.1 de la CEI 60068-2-58:

Méthode d’essai: Méthode du bain de brasage

Alliage [de brasure:  tout alliage SnPb ou SnCu ou SnAgCu ou SnAg
Température du bain: (260 £ 5) °C

Temps ¢'immersion: (10 1) s

Cycles d’essai: 1

Pour leg résistances, pour lesquelles la spécification particulieresapplicable exclut de maniére
explicitg le brasage a la vague, la résistance a la chaleur de(brasage peut étre mise a I'essai

dans les conditions de refusion les plus défavorables définies en 8.2.4 de la CEIl 60068-2-58
et a I'Article 6 de la CEIl 61760-1.

Méthod¢ d’essai: Brasage en phase vapeur
Température de la vapeur: (230 +5) °C
Temps ¢’'immersion : (40+1)s

Cycles ¢’essai: 3, la periode de reprise entre deux cycles successifs doit
correspondre au moins a la durée nécessaire pour que 13
température de I’échantillon chute en dessous de 50 °C.

Pour leg résistances, pour/lesquelles la spécification particuliére applicable exclut de maniére
explicitg le brasage a_la“vague et le brasage par refusion en phase vapeur, la résistapce a la
chaleur [de soudagetpeut étre vérifiée par essai dans les conditions de refusion en phase non
vapeur les plus defavorables définies en 8.1.2.2 et en 8.2.4 de la CEl 60068-2-58.

MéthodT d’essai: Brasage par convection de gaz forcée et infrarouge
Préchauffage: 150 °C a 180 °C.
pendant (120 £ 5) s
Température de créte: (255 +5) °C
Temps de maintien: (40 £ 1) s au-dessus de 245 °C

(60 a 90) s au-dessus de 220 °C

Cycles d’essai: 3, la période de reprise entre deux cycles successifs doit
correspondre au moins a la durée nécessaire pour que la
température de I’échantillon chute en dessous de 50 °C.

234 Essai (d’adhérence) de cisaillement

Voir 4.32.2.b) de la CEIl 60115-1, avec les précisions suivantes:


https://iecnorm.com/api/?name=ba5bb69cc1cbfdffcd9cacf93d0f9fe5

— 58 —

60115-8 © CEI 2009

Sauf indication contraire dans la spécification particuliére applicable, une force, telle que celle
mentionnée au Tableau 4, doit étre appliquée au corps de la résistance montée en surface.

Tableau 4 — Force d’essai de cisaillement

Modeéle Force °
Rectangulaire Cylindrique N
RRO0O603M — 2
RR1005M — 3
RR1608M RC1610M 5
RC2042M
RR2012M RC2211M 9
RR3216M
RR3225M RC3514M 25
RR3245M
RR4532M . 45
RR5025M
RR6332M
— RC5922M 90

NOTE Les forces spécifiées sont supérieures aux foreés issues
d’'une accélération de 981 m/s? (100 g), par exemple un choc ou
une secousse, fondée sur la masse typique des‘“résistances du
modele respectif.

a

Une tolérance relative de 0/+10 % s’applique aux forces
d’essai de cisaillement spécifiées.

2.3.5 Essai de surcharge a impulsion périodique

Voir 4.30 de la CEI 60115-1, avec les precisions suivantes:

Tension[d’impulsion: La tension diimpulsion préférentielle est

U=15-Py R, (3)
sans.toutefois étre supérieure a
U = 2'Umax (4)
ou
P70 est la dissipation nominale
Rn est la résistance
Umax est la tension limite nominale.
Durée dlimpulsion: 1 000 cycles, 0,1 s en fonctionnement / 2,5 s a I'arrét.
Montagg,. Vo242 tadistanceentretes résistancesindividuettesmont

2es en

surface ne doit pas étre inférieure a la plus grande dimension des

résistances montées en surface.

La carte d’essai doit étre montée a I'’horizontale et placée a I'air libre a

une température ambiante comprise entre 15 °C et 35 °C.

2.3.6 Résistance aux décharges électrostatiques (DES)

Paragraphe 4.38 de la CEl 60115-1, avec les précisions suivantes:

Dénombrement des décharges:

Trois décharges de polarité positive et trois décharges de
polarité négative doivent étre appliquées. Le changement
de polarité peut s’opérer par la permutation des bornes de
la résistance.
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Tension appliquée: Les valeurs préférentielles sont 300 V; 500 V;
1000 V; 1500V;2000V;3000Vets4 000V

La classification en classes de sensibilité ESD HBM ne doit pas étre appliquée.

2.3.7 Résistance des composants aux solvants

Voir 4.29 de la CEI 60115-1, avec les précisions suivantes:

Température du solvant: (23 £ 5) °C (valeur préférentielle), ou (5095) °C.

2.3.8 _Résistance du marquage aux solvants

800 V;

Voir 4.3D de la CEI 60115-1, avec les précisions suivantes:

Température du solvant: (23 £ 5) °C (valeur préférentielle), ou (5095) °C.

2.4 Plréparation de I’éprouvette
241 Séchage

La proc¢dure | décrite en 4.3 de la CEI 60115-1 doit étre utilisée.

242 Montage des composants

Les régistances montées en surface doivent étrefixées sur une carte d’essai,
configuration de base est telle qu’illustré a la Figure*4 ou 6.

Les carfes d’essai doivent étre en tissu de verre époxyde, d’'une épaisseur de (1,6 + (O
les condlucteurs étant constitués de cuivre“et ayant une épaisseur nominale de 35 |
épaisselr alternative de substrat (0,8 & 0,1) mm est admise pour les modéles de ré
RR1009M et ceux de plus petites dimensions. Si nécessaire, la spécification particuli¢
fournir ine spécification matériaux,et une configuration de base différentes, en incl
dimensipns de la configuration;

Aucune|surface métalliquesh’est admise du cbté inférieur et sur toute couche intéri
dessoug de la zone définie, a I'exception d’'un seul conducteur rectiligne de
d’épaisdeur autorisé pour chaque montage de Kelvin.

dont la

,1) mm,
m. Une
sistance
bre peut
hant les

eure en
D,3 mm
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Légende:

|:| rone brasable
|:| rzone non brasable, conducteur recouvert d’épargne de brasure

NOTE 1 [Pour les dimensions, se reporter au Tableau 5.

NOTE 2 [Pour les éprouvettes dont la valeur de la résistance nominale est inférieure a 100 mQ, il cgnvient de
fixer la canduite de détection a la zone brasable comme indiqué a la Figure 5.

Figure 4 — Configuration de-base pour les essais mécaniques,
enVironnementaux et électriques-dans le cas de montages de Kelvin (a 4 points)

IEC 2357/08

Légendsg

[l zenebrasable
O zomemombrasabte;conducteurrecouvertdépargnmedebrasure

Figure 5 — Fixation de la conduite de détection pour les montages de Kelvin (a 4 points)
pour des éprouvettes dont la résistance nominale est inférieure a 100 mQ
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Tableau 5 — Dimensions de la plage d’accueil

Modéle X Y G ¢ Kk P m
mm mm mm mm mm mm
RR0603M A I'étude
RR1005M 0,7 0,6 0,5 0,3 0,15 5,0
RR1608M 1,0 1,1 0,6 0,5 0,2 5,0
RR2012M, RC2211M 1,5 1,3 0,6 2,0 0,2 5,0
RR3216M, RC3514M 2,0 1,6 1,5 2,0 0,2 5,0
RR3225M 2,9 1,6 1,5 2,0 0,2 10,0 M=P
RR3245M 5,0 1,6 1,5 5,0 0,2 10,0
RR4532M 3,6 1,8 2,3 5,0 0,2 10,0
RR5025M, RC5922M 2,9 1,8 2,7 5,0 0,2 10,0
RR6332M 3,6 1,8 3,8 5,0 0,2 10,0
NOTE Tplérance sur les dimensions: + 0,1 mm pour les modéles plus grands—que le modéele RR1608M,
+ 0,05 mm pour les modeles RR1608M et plus petits.
Les carfes d’essai conformes a la Figure 6 peuvent étre utiliS§ées pour les essais apglicables
a une dlasse de stabilité supérieure a 0,1, lorsque la valéur nominale de la résistgnce est
supérielire ou égale a 100 Q, ou pour les essais ne nécessitant aucune mesure de la valeur
de résistance.
M
£
S
v
N
A
V d 0 O O
\0
£
£
e}
N
A
Zone définie
X P C
1 =} IEC 2358/08
Légende:

[J zone brasable
[ zone non brasable, conducteur recouvert d’épargne de brasure

NOTE Pour les dimensions, se reporter au Tableau 5.

Figure 6 — Configuration de base pour les essais mécaniques,
environnementaux et électriques
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3 Procédures d'évaluation de la qualité

3.1 Généralités

Voir ’Annexe Q de la CEl 60115-1.

3.2 Définitions

3.2.1

Premiére phase de fabrication

La premiére phase de fabrication pour les résistances fixes montées en surface est

_ pour lac rdcictancac A conichas la AA
roS—+E51t5tad e 5—a-6o0u6re <

—  pouf
carc

— pour
3.2.2
Il est ad

a) lorsd

- U
g

—_ S

I

g

Lors|
fabri

b) lorsque tous les sites de fabrication sent contrélés par le méme Organisme nat

surv
trou

c) lorsqu’elles possédent les mémes classes de stabilité et catégorie climatique,
d) lorsque leur différence réside)uniquement dans leurs dimensions et

e) lorsqu’elles possédent des bornes similaires.

Les rés
comme

de la catégorie climatique sont évaluées séparément lors des mesures finales.

Les composantis de structure similaire peuvent étre utilisés uniquement pour év

détermi

3.2.3

At dela coucha rdcictiva ciir la cirihotrat:
o SO Ee-TEe55tHE-—5 S-SuoStrat

El 2009

n.
oTroTrroT—Te TpPoT A~ A~ oroTT T T v ot o

les résistances bobinées: I'enroulement du fil ou du ruban de résistancq
nsse;

les résistances a feuille métallique: la fixation de la feuille résistive sunle sub
Composants a structure similaire
mis que les résistances fixes montées en surface (SMD) soient de structure si

u’elles sont fabriquées sur un ou plusieurs sites de fabrication

tilisant les mémes matiéres premiéeres, les mémes) procédures de fabric
‘inspection de la qualité spécifiées, et

ous la responsabilité du méme site de fabrication principal en termes de prod
ualité.

qu’il existe plusieurs sites de fabrication, le fabricant doit désigner le
cation principal et le représentant associé désigné par la direction (DMR).

billance (NSI) 1. 1l convient de ptéférence que ce soit le NSI du pays dans Ig
e le site de fabrication principaly

stances dont la,seule différence est celle indiquée en c) peuvent étre cong
ayant une structure similaire si les différentes exigences de la classe de stabil

netun taux de défaillance.

sur la

strat.

milaire

ation et

it et de

site de

onal de
quel se

idérées
té et/ou

hluer et

Niveau d’assurance de la qualité EZ

Le niveau d’assurance de la qualité EZ satisfait aux exigences d’une approche «zéro défaut».
Ce niveau a été introduit pour aligner les procédures et les niveaux d’évaluation sur les
pratiques industrielles actuelles en fixant le nombre d’articles non conforme admis ¢ (nombre
d’acceptation) a zéro. C’est pourquoi le nombre d'échantillons utilisé pour les essais lot par

lot est d

éterminé par le Tableau 2 de la CEI 61193-2.

Le niveau d’assurance de la qualité EZ doit étre appliqué pour I'évaluation de la qualité des
résistances fixes montées en surface, dans une spécification particuliere faisant référence a
la présente spécification intermédiaire.

1 Le terme Organisme de Certification (OC) remplace le terme Organisme national de surveillance (ONS), voir

IECQ

01.
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3.3 Constitution des lots de controle

Un lot de contrdle doit se composer de résistances d'un méme modele.

Lorsqu’'une gamme de résistances doit faire I'objet d’'une qualification, la répartition des
valeurs de résistance au sein de I’échantillon doit s’effectuer comme suit:

— 1/3 avec la résistance la plus faible de cette gamme;
— 1/3 avec la résistance critique;
— 1/3 avec la résistance la plus élevée de cette gamme.

La gamme de résistances devant faire I'objet d’'une qualification peut ou non étre la gamme
compléte couverte par la spécification particuliére. Lorsque la résistance critique-n¢ reléve
pas de la gamme devant faire 'objet de la qualification, les résistances dont la valeur[se situe
en miligu de gamme (au voisinage de la moyenne géométrique entre la résistanhce| la plus
faible ef la résistance la plus élevée, par exemple 1 kQ pour une gammeQlallant de 1 Q a
1 MQ), doivent étre utilisées comme résistances de remplacement.

Lorsqueg I'homologation est demandée pour plus d'un coefficient de température de résistance,
I'échant|llon doit contenir des éprouvettes représentatives des différents coefficients de
tempérdture. En général, un coefficient de température faible gst,considéré représentatif de
tout cogfficient de température élevé. De la méme maniéré, I'échantillon doit conienir un
certain hombre d’éprouvettes des différentes résistances-ayant la tolérance la plus| proche
pour laquelle I'homologation est demandée. Le nombre d’éprouvettes présenflant les
différenfes caractéristiques est soumis a I’homolegation de [I'Organisme Natignal de
SurveillanceZ2.

Lorsqu’Ine inspection périodique le requiert, il:canvient qu’un lot de contrble soit reprgsentatif
des valg¢urs extrémes de la gamme de résistances produite pendant la période de qontréle.
Les mofiéles, ayant les mémes dimensions~“nominales mais des caractéristiques différentes
de température de résistance, produits-au cours de cette période, peuvent étre redgroupés,
sauf polur les sous-groupes comportant un essai des caractéristiques de tempérdture de
résistanice.

Les valg¢urs extrémes "basses™et "hautes", ou toutes valeurs critiques comprises dans les
gammes de résistance et.de caractéristiques de température de résistance pour lesquelles
une homologation a été @ccordée, doivent étre contrdlées au cours d’'une période agnéée par
I'Organisme National de Surveillance.

Les valeurs "basses" doivent étre comprises entre 100 % et 200 % de la valeur la plus basse
disponiljle homologuée de la résistance (ou la valeur la plus faible réalisée dans lajgamme
homologuég).

Les valeurs critiques doivent étre comprises entre 80 % et 100 % de Ta valeur calculée.

Les valeurs "hautes" doivent étre comprises entre 70 % et 100 % de la valeur plus élevée
disponible homologuée de la résistance (ou la valeur la plus élevée réalisée dans la gamme
homologuée).

Les éprouvettes doivent étre prélevées au cours des 13 derniéres semaines de la période de
contréle.

2 Le terme Organisme de Certification (OC) remplace le terme Organisme national de surveillance (ONS), voir IECQ 01.
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3.4 Homologation

3.41 Homologation sur la base de la procédure utilisant un effectif d'échantillons
fixe

Les procédures applicables aux essais d’homologation sont données a I'Article Q.5 de la
CEI 60115-1. La procédure utilisant un effectif d’échantillons fixe est décrite en Q.5.3.b) de la
CEI 60115-1.

L’échantillon doit étre établi selon 3.3. L’effectif d’échantillons total nécessaire correspond a
la somme de tous les effectifs d’échantillon définie dans le programme d’essais
d’homologation du Tableau 6, identifiés comme destructifs. Les éprouvettes de rechange sont
admises_comme suit:

Une éprouvette par résistance et une éprouvette pour chaque coefficlent de
température, pouvant étre utilisées pour remplacer les éprouvettes défectueuses par
syite d'incidents non imputables au fabricant.

Lorsqueg des groupes d'essais destructifs supplémentaires sont introduitssdans le programme
d’essaig d'homologation, I'effectif total d’échantillon doit étre augmenté.du méme nombre que
celui requis pour les groupes supplémentaires.

Le progLamme d’essais applicable a 'homologation des résistances relevant des cafégories
de niveau G ou P est indiqué dans le Tableau 6. Les essais~de chaque groupe doivent étre
effectuéls dans I'ordre mentionné.

L’'ensemble des échantillons, moins les éprouvettesinécessaires pour le groupe 4, qoit étre
soumis [aux essais des groupes 1 et 2, puis étre réparti entre les autres groupes. Les
éprouvdttes reconnues non conformes pendant tes essais du groupe 1 ou 2 ne doivent pas
étre utilisées pour les autres groupes.

On conptabilise un élément non conformeé lorsqu'une résistance n'a pas satisfait |[tout ou
partie des essais d'un groupe.

L'homolpgation est accordée lorsgue le nombre d’éléments non conformes ne dépassg pas le
nombre|spécifié de non-conformité autorisé pour chaque groupe ou sous-groupe et le[nombre
total de[non-conformité autoriseé.

NOTE Le tableau 6 donne€_le programme des essais effectués sur un effectif d’échantillons fixe. Ce pfogramme
inclut deq informations détaillées relatives a I'échantillonnage et aux éprouvettes non conformes autori$ées pour
différents| essais ou groupes d'essais, et fournit, conjointement aux informations détaillées relatives aux essais
contenue$ dans la GEK60115-1 et dans les Articles 2 et 4 de la présente spécification, une synthese conjpléte des
conditiong d'essaivet.des exigences de performance.

Le Tabledu B mentionne les cas ou les essais sont applicables uniqguement a des modéles spécifiques|ou a des
niveaux de“classification de produits spécifiques. Les spécifications particuliéres respectives doivent prpcéder au
choix correspormdant:

Le tableau 6 indique également si, pour les méthodes d'essai, les conditions d'essai et/ou les exigences de
performance, un choix doit étre effectué dans la spécification particuliére.

Les conditions d’essai et les exigences de performance pour le programme des essais effectués sur un effectif
d’échantillons fixe doit étre identique a celui prescrit dans la spécification particuliére pour le contréle de
conformité de la qualité.

3.4.2 Homologation sur la base des essais lot par lot et périodiques

Les procédures applicables aux essais d’homologation sont données a I'Article Q.5 de la
CEI 60115-1. La procédure applicable aux essais basés sur les essais lot par lot et
périodiques est décrite en Q.5.3.a) de la CEIl 60115-1.

Le programme a utiliser pour les essais d'homologation basé sur les essais lot par lot et
périodiques est indiqué en 3.5 de la présente spécification.
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3.5 Controle de conformité de la qualité

Le programme pour les essais lot par lot et périodiques pour le contréle de conformité de la
qualité des résistances relevant de la catégorie de niveau G ou P sont données dans les
Tableaux 7a et 7b. Les essais de chaque groupe doivent étre effectués dans l'ordre indiqué.

Pour les éprouvettes montées, toute éprouvette reconnue défectueuse aprés montage ne doit
pas étre prise en compte dans le calcul des éléments non conformes autorisés pour 'essai
suivant. Ces éprouvettes doivent étre remplacées par des éprouvettes de rechange.

3.6 Procédures d’agrément de technologie

L d' - (] LA ek ol N | (] 1 oY wll BN aYaY il | (| H b L) IH
es disgostions ae T Articie O o deta O oU T o= T aotvent s apprguet:

Les programmes d’essai des Tableaux 6, 7a et 7b doivent étre utilisés.

3.7 Livraison différée

Les dispositions de I'Article Q.10 de la CEI 60115-1 doivent s’appliquer, a 'exception du fait
que le nfiveau de contrdle doit étre réduit a S-2.

Tableau 6 — Programme d’essai pour ’lheamologation

b H ~
Essai® Condition d'essai D “ou n® c’® Exigenges de
ND performance
Groupe 1
4.5 ND 0
Résistancq Comme en 4.5.2
Groupe 2
441 Marquage, si applicablé, ND 0
Examen vipuel Comme en 4.4.1
442 Un outil approprié.doit étre (20 de Comme le précide la
Dimensiong (calibrage) utilisé I’échantillon) spécification particuliere
Groupe 3
4.6 Voir4.6.1.4 ou4.6.1.5de la ND 50 0
Résistancg d’isolement CE}60115-1%, selon ce qui est
applicable R>.. GQ
4.7 Voir4.6.1.4 ou4.6.1.5dela
Tension de tenue CEI 60115-1%, selon ce qui est
applicable
Tension: U=1,42 - Ups
Durée: 1 min Comme en 4.7.3
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b

Essai® Condition d'essai D ‘ou n® Exigences de
ND performance
413 Montage: voir 2.4.2 ou D (20 de
Surcharge a court terme résistance non montée I'échantillon)
(applicable uniquement Voir 2.3.1
aux résistances relevant Tension: Dure
de la catégorie de niveau ension: uree
G)
Modéle
Examen visuel Comme en 4.13.3
Résistance Comme spécif|é dans la
spécification particuliére
Groupe 4
D 40
417 Voir 2.3.2 (moitié. de
Brasabilité|® - I'échantillon)
avec soudlire SnPb Vieillissement pendant une
durée de 4 h a 155 °C, chaleur
seche;
Soudure SnPb; méthode du
bain de brasage, 235 °C, 2s
Comme en 4.17}3,
Examen visuel au moins 95 % gle la surface
doit étre recouvert par une
nouvelle brasurg
417 Voir 2.3.2 (Iautre moitié
Brasabilité| - de
avec soud{ire sans plomb®' | Vieillissement pendant une I'échantillon)
durée de 4 h &-155 °C, chaleur
seche;
Soudure SRAgCu ; méthode du
bain de brasage, 245 °C, 3 s
Comme en 4.17}3,
Examen visuel au moins 95 % gle la surface
doit étre recouvért par une
nouvelle brasurg
Groupe 5
4.8 Montage: voir 2.4.2 ou D 20
Variation de la résistance avec | résistance non montée
la tempérafure
P Séquence des mesures: Comme spécifig dans la
20 CTLCT 720 C/7UCTY/ Specitication particuliere
20 °C
Groupe 6
D 20
4.33 Montage: voir 2.4.2 (moitié de Continuité électrique, aucun
Essai de flexion du substrat I'échantillon) circuit ouvert lorsque la carte

Profondeur de flexion ...
mm, .... fois

Examen visuel

Résistance

est en position de flexion
apres... flexions

Comme en 4.33.4

Comme spécifié dans la
spécification particuliere
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Tableau 6 (suite)

b

Essai ° Conditions d'essai D “ou n® Exigences dea
ND performance
4.19 Montage: voir 2.4.2 (autre moitié
Variations rapides de 5 cycles de
t érat I'échantill
empérature TA=LCT, TB = UCT échantillon)
Examen visuel Comme en 4.19.3
Résistance Comme spécifié dans la
spécification particuliére
4.21 Accélération: ...
Choc Durée dimpulsion: ...
) ) Forme d’onde: semi-sinusoidale
(applicablg uniquement aux Séveérité: ... chocs successifs a
modeles apitres que RR ou appliquer dans chacune des
RC) trois directions (nombre total de
chocs ...)
Examen visuel Comme en 4.21|5
Résistance Comme spécifig dans la
spécification particuliere
4.32 Montage: voir 2.4.2
Essai de fisaillement
. ) Voiren 2.3.4
((applicale uniquement
aux modéles RR et RC) Modele Force
Examen visuel
Comme en 4.32.3
4.23 Montage: voir 2.4.2 (tout
Séquence [climatique I’échantillon)

- Chaleur géche

- Chaleur Qumide, cyclique

- Froid

- Basse pr

remier cycle

Pssion

atmosphérjque

- Chaleur Qumide, cyclique

- Charge s
continue

- Mesures

ycles restants

16 h a UCT,
1 cycle a'+55 °C

2haLCT

1hi.. kPa;
+15a+35°C

...cyclesa+55°C

bus ténsion .
Tension: U =,/P;y R, ou
U= -enprenantia
valeur la moins sévére; 1 min
finales Examen visuel Comme en 4.23.8

Résistance

Comme spécifié dans la
spécification particuliere
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b .
Essai ° Conditions d'essai D “ou n® Exigences dea
ND performance
Groupe 7
4.251 Montage: voir 2.4.2 D 20
Endurance a 70 °C )
Tension:
U=Pyg-R
707N ou U = Upax
en prenant la valeur la moins
sévere;
1,5 h en fonctionnement / 0,5 h
alarrét
Durée: 1 000 h
Examen visuel Comme\en’4.25(1.7
Résistance Comme spécifig dans la
Spécification particuliere
4.251.8 Durée prolongée a 8 000 h
Endurancdg prolongée a 70 °C
Examen au bout de 4 000 h
(applicablg uniquement aux (pour information uniquement)
résistances$ relevant de la L. —
catégorie de niveau P) Résistance Cqm_me s_pecme (_jan_§ la
spécification particuliere
Groupe 8
4.24 Montage: voir 2.4.2 D 20
Chaleur hymide, essai continu |
Température: (40 + 2) °C
humidité relative: (93 + 3) %
Durée: ...
Examen visuel Comme en 4.24{4
Résistance Comme spécifig dans la
spécification particuliére
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